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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ATTENUATEURS A FIBRES OPTIQUES -

Partie 1: Spécification générique

AVANT-PROPOS

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre 2

internationales. Leur élaboration est confiée a4 des comités d'études, tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisatiohs™ ementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, ici : . El collabore
étroitement avec IOrgamsatlon Internationale de Normalls itior}s fixées par

Les décisions ou accords officieis de la CEl en ce qui < Q i i , préparés par les
comités d'études ol sont représentés tous les Comités nati i At 3 ioms, expriment

Ces décisions constituent des recefn (1 ati 3 blié normes, de

Dans le but d'encourager lunificatid s'engagent
a appliquer de fagon transparente, d es de la CE!
dans leurs normes nationales et rggi et la norme

Lta CEl n'a fixé au
responsabilité n'e

b Norme intern
ntercon ¢

El: Fibres op

bation et sa
S.

P

ete établie par le sous-comité 86B: |Dispositifs
a fibres optiques, du comité d'études 86 de la

¢ et remplace la premiére édition parue en 1988 dt constitue

DIS Rapport de vote

RRPI\R(‘}“ 46 QGR(R(‘)1 78

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti & I'approbation de cette norme.

L

annexe A est donnée uniquement a titre d'information.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de spécification dans le Systéeme CEl d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC ATTENUATORS -

Part 1: Generic specification

FOREWORD

1) The IEC (Internafional Electrolechnical Commission) is a worldwide organization/for

2) The foymal decisions or agreements of the IEC on technical m

possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They Have the form of recommendations for A
reportg or guides and they are accepted by(the N

4) In order to promote international unification, IE
Standards transparently to the maximum e

divergr
indica

§) The IH
equipf

internat
interconnecting ¢
optics.

This se¢

The text based on the following documents:

DIS Report on voting

86B(C0O)146 : 86B(C0O)178

s on
ly as

hnical

undertake to apply IEC Interngtional
their national and regional standards. Any
al or regional standard shall be dlearly

r any

pptic
Fibre

nsti-

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report

on voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).


https://iecnorm.com/api/?name=75dc7cf98723e675f2cd34b29fb92add

1

- 10 - 869-1 © CEl:1994

ATTENUATEURS A FIBRES OPTIQUES -

Partie 1: Spécification générique

Généralités

La présente partie de la CEl 869 est divisée en quatre articles. L’article 1 est intitulé
«Généralités» et fournit des informations d’ordre général concernant la présente spécifi-
cation générique.

L article 2 est intitulé «Prescriptions» et contient 'ensemble des
dofivent satisfaire les atténuateurs concernés par la présente patti

ce

L’
di
C

:l
(i

uxquelles
ptions de
la qualité
ités dans

‘ensemble

L décrit les
m}thodes de mesures ainsi que es pour le
contréle qualité.
1.} Domaine d'application

optiques.

1.

g

< propriétés optiques, mécaniques et climatiques;

- les procédures de mesure et d’'essai relatives au contréle de la qualité.

2 Références normatives

ptique et

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la
CEl 869. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout
document normatif est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la

2

présente partie de la CEl 869 sont invitées a rechercher la possibilité d’appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la
CEl et de I'|SO possédent le registre des Normes internationales en vigueur.
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FIBRE OPTIC ATTENUATORS -

Part 1: Generic specification

1 General

This part of IEC 869 is divided into four clauses. Clause 1 is titled "General” and contains
general information which pertains to this generic specification.

Clause rf met
by attenu peifi-
cation s ation
and pac
Clause ures
which m

the

cUby

This dogumentestablishes uniform requirements for the following:

optical, mechanical and environmental properties;

— measurement and test procedures for quality assessment.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this part of IEC 869. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to
agreements based on this part of IEC 869 are encouraged to investigate the possibility of
applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members
of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.
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Sauf spécification contraire, les références faites & un article ou a un paragraphe spéci-
fique d’une norme, incluent tous les paragraphes se rapportant a la référence.

CEl QC 001001: 1986, Régles fondamentales du systéme CEIl d’assurance de la qualité
des composants électroniques (IECQ)

CEI QC 001002: 1986, Régles de procédure du systéme CEl d'assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ)

CEl 27, Symboles littéraux a utiliser en électronique

731: Télé-

CE : Froid
CEIl 68-2-2: 1974, Essais d’environnement — Deuxjéme\pa 2ai. is B: Chaleur
sg@che

CEl 68-2-3: 1969, Essais d’ent Ca: Essai
cantinu de chaleur humide

CE j $a: Rayon-
neément sola/re artlf'

CEl 68-2-6: 1982 c et guide:

Vibration (si

d'environnement — Deuxiéme partie: Essais — Guide pour I'essai

— Deuxieme partie: Essais — Essaf J: Moisis-

CEl 68-2-11: 1981, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Ka:
Brouillard salin

CEl 68-2-13: 1983, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai M: Basse
pression atmosphérique

CE! 68-2-14: 1984, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai N: Varia-
tions de température

CEl 68-2-17: 1978, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Q: Etan-
chéité
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References made to a specific clause or subclause of a standard includes all subclauses
to the reference unless otherwise specified.

IEC QC 001001: 1986, Basic Rules of the IEC Quality Assessment System for Electronic
Components (IECQ)

1IEC QC 001002: 1986, Rules of Procedure of the IEC Quality Assessment for Electronic
Components (IECQ)

IEC 27, Letter symbols to be used in electrical technology

IEC 50(Z
fibre communication

tical

IEC 68-1: 1988, Environmental testing — Part 1: General and guida

IEC 68-7
Amendment 1 (1993)

IEC 68-1

IEC 68- pady
state

IEC 68- polar
radiatiop at ground level

IEC 68-2 tion
(sinusoi

IEC 68-4 lera-
tion, ste

IEC 68- ation
testing

IEC 68- ould
growth

IEC 68-2-11: 1981, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ka: Salt mist

IEC 68-2-13: 19883, Environmental testing — Part 2: Tests — Test M: Low air pressure

IEC 68-2-14: 1984, Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature

IEC 68-2-17: 1978, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Q: Sealing
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CEIl 68-2-27: 1987, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Ea: Chocs

CEl 68-2-29: 1987, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Eb et
guide: Secousses

CEl 68-2-30: 1980, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Db et
guide: Essai cyclique de chaleur humide (cycle de 12 + 12 heures)

CEl 68-2-38: 1974, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Z/AD:
Essai cyclique composite de température et d’humidité

CE|1 68-2-42: 1982, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essgis< Essai Kc: Essai &
I'gnhydride sulfureux pour contacts et connexions

CEl410: 1973, Plans et régles d’échantillonnage pour les co tthbut
CEl 617: Symboles graphiques pour schémas

CEl 695-2-2: 1991, Essais relatifs aux risque
d'essai — Section 2: Essai au bridleur-aiguille

partie: |Méthodes

CEl 825: 1984, Sécurité du rayonneme ation des
matériels, prescriptions et guid j
Amendement 1 (1990)

Ckl 874-1: 1987, Connecteurs 4bles optiques — Premiére partie: Spécifi-
cdtion générique

IS0 129: 1985
méthodes dexéct

éfinitions,

IS Base de
to
IS et récipro-
q
IS cement de
fo ndications

syrles dessins

ISO 8601: 1988, Eléments de données et formats d’échange — Echange d’information —
Représentation de la date et de I’heure

1.3 Définitions

Dans toute la mesure du possible, la terminologie utilisée dans cette partie de la CEl 869
est telle que définie dans la CE! 50(731) sauf indication contraire dans la présente
spécification.
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IEC 68-2-27: 1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ea and guidance: Shock

IEC 68-2-29: 1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Eb and guidance: Bump

IEC 68-2-30: 1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Db and guidance: Damp

heat, cyclic (12 + 12-hour cycle)

IEC 68-2-38: 1974, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Z/AD: Composite tempera-

ture humidity cyclic test

IEC 68-2-42. 1982, Environmental testing —Part 2: Tests —TestKe:Sulphurdioxid

test

for contacts and connections
IEC 4105 1973, Sampling plans and procedures for inspection by at
IEC 617], Graphical symbols for diagrams

IEC 695-2-2: 1991, Fire hazard testing — Part 2: Test r
test

IEC 825
and user’s guide
Amendment 1 (1990)

method!

1ISO 286
and fits

1SO 37(:
versa

1ISO 1101: 1
orientation, \ location and run-out — Generalities, definitions, symbols, indication

lame

ents,

fons,

fions

vice

orm,

drawingls

ISO 8601: 1988, Data elements and interchange formats - Information interchange —

Representation of dates and times

1.3 Definitions

For the purposes of this part of IEC 869, the definitions used in IEC 50(731) apply, unless

superseded by this specification.
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1.3.1 atténuateur: Un composant paésif qui produit une atténuation contrélée du signal
dans une ligne de transmission par fibre optique.

1.3.2 porte: Une fibre optique ou un connecteur a fibre optique fixé a un composant
passif pour coupler la puissance optique en entrée et/ou sortie.

1.3.3 perte d’insertion: La réduction de la puissance optique entre la porte d’entrée et
la porte de sortie d’'un composant passif, exprimée en décibels. Elle est donnée par
I'expression suivante:

IL = -10 log (P,/P,)

oy P, est la puissance optique injectée dans la porte d’entrée puissance
optique regue de la porte de sortie.

1.B.4 valeur d’atténuation: Un terme synonyme deg ion lorsqu’il
s'applique aux atténuateurs.

1.8.5 atténuation minimale: énuateurs
vgriables. Il s’agit de la plus faible valeur d'atténuation

1.5.6 atténuation différentiell pplicable aux afténuateurs
vgriables. il se rapporte a la diffé valeur de

réglage donnée et I'atténuation

1.p.7 facteur de réflexion —
renvoyée de la popte
I'gxpression suivan

ction de la puissance d’entfée qui est
passif. Cette valeur est dpnnée par

ol P, estla YCE i ettée dans la porte d’entrée et P, la puissarjce optique
Invoyée par'ce

1.8. ‘ i gde fonctionnement: Une longueur d’onde nominale|a laquelle
un c passif Bst destiné a fonctionner avec les qualités de fonctionnement
spé

1.8.9 (domajne’ de longueurs d’ondes de fonctionnement — Bande pagsante: Le
pmiaine spécifié de longueur d'onde autour d'une longueur d’onde de fonclionnement
ée—cha ecuetu omMpPOSa passife desti O o eT ave e qualités de
fonctionnement spécifiées.

1.3.10 extracteur de modes de gaines: Un dispositif, un montage ou un processus
stable, destiné a éliminer la puissance des modes de gaine se propageant dans une fibre
optique.

1.3.11 jeu de connecteurs pour fibres optiques: L’ensemble complet de composants
de connecteurs requis pour assurer un couplage démontable entre deux ou plusieurs
fibres optiques.
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1.3.1 attenuator: A passive component, which produces a controlled signal attenuation
in an optical fibre transmission line.

1.3.2 port: An optical fibre or optical fibre' connector attached to a passive component
for the entry and/or exit of optical power.

1.3.3 insertion loss: The reduction in optical power between an input and output port of
a passive component, expressed in decibels. It is defined as

IL = -10 log (P,/P,)

where is the optical power launched into the input port, and P, the p
the output port.

er received[from

. it ig the

1.3.4 attenuation value: A term synonymous with insertion
attenuatprs.

1.35 inimum attenuation: A term applicable onl
lowest attenuation to which the device may be adjusted.

1.3.6 ifhcremental attenuation: A terp icable o iak . bfers
to the difference between the attenuation of tk i inimum
attenuat

1.3.7 re
passive

of a

where §
received

bwer

1.3.8 dgperati N A nominal wavelength, at which a passive component is
designe N

1.3.9 gperating wayelength range — Bandpass: The specified range of wavelengths
about a|nominal operating wavelength, within which a passive component is deS|gn1ad to
operate witiTthe specified performmance:

1.3.10 cladding mode stripper: A stable device, fixture or process for removing
cladding mode power propagating in an optical fibre.

1.3.11 fibre optic connector set: The complete assembly of connector components
required to provide dismountable coupling between two or more optical fibres.


https://iecnorm.com/api/?name=75dc7cf98723e675f2cd34b29fb92add

-18 - 869-1 © CEI:1994

1.3.12 jeu de connecteurs de référence: Un type particulier de jeu de connecteurs
réalisé ou sélectionné de maniére précise utilisé a des fins de mesurage. Un tel jeu de
connecteurs peut se présenter sous la forme d'un gabarit de précision intégré dans
'équipement d’'essai. La qualité de fonctionnement ou le critére de sélection doit étre
indiqué dans la spécification particuliére.

2 Prescriptions

Les prescriptions relatives aux atténuateurs couverts par le présent article sont destinées
a aider a la classification d’un atténuateur donné dans une spécification particuliére.

2 1 Olacoificatinn
. o oTCTtrof

Les atténuateurs sont classés selon les catégories suivantes:
- type;

— modéle;

— variante;

— catégorie climatique;

— niveau d’assurance de la qualité.

Les types dattépuateurs doivent étre définis par la fonction qui leur est destinée| |l s’agit:

= de 'atténuataur five:
S8Rt 88

— de Patténuateur variable en continu;

— de I'atténuateur variable pas a pas.

2.1.2 Modéle

Les atténuateurs peuvent étre classés en modeéle sur la base du type de fibre, du type

de connecteur, du type de céble, de la forme et des dimensions du boitier et de la confi-
guration.
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1.3.12 reference connector set: A precisely made or selected connector set of a
particular type used for measurement purposes. Such a connector set may be in the form
of a precision jig incorporated in the test equipment. The performance or selection
criterion shall be given in the detail specification.

2 Requirements

The requirements for attenuators covered by this clause are intended to aid in classifying
an attenuator in a detail specification.

2 1 C Nooifinatinn
. o SHICAton

Attenuators are classified by the following categories:
- type;
~ style;

— vpriant;

|
()

imatic category;
— assessment level.

211

Attenuator types

-  f vod;
— continuously variable;
— discrete step variable.

212 Style

Attenuators may be classified into styles based upon fibre type, connector type, cable
type, housing shape and dimensions, and configuration.
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Configuration:
La configuration des portes d'atténuateurs est classée de la maniére suivante:
Configuration A

Un dispositif comportant des fibres amorces intégrées, sans connecteurs.

~ Atténuateur

dB

Configuration B

ecteur gur chaque
figre amorce.

C

U
di

bnfiguration C

5positif.

boitier du

Atténuateur

-

Configuration D

Un dispositif comportant une certaine combinaison des interfaces des configurations
précédentes.

2.1.3 Variante

La variante d'un atténuateur identifie les caractéristiques de composants dont la structure
est similaire (voir 3.1). :
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Configuration
The configuration of the attenuator ports is classified as follows:
Configuration A

A device containing integral fibre optic pigtails without connectors.

Attenuator
dB
Configusation B
A devicq containing integral fibre optic pigtails, with a connes o€ ail.

—

Attenuato %
Q 0
N |
S
Configufation C
A devicq contain@ €\0 CONNE s.as an integral part of the device housing.

Attenuator

|
Q.
™

1

Configuration D

A device containing some combination of the interfacing features of the preceding configu-
rations.

2.1.3 Variant

The attenuator variant identifies those features which encompass structurally similar
components (see 3.1).


https://iecnorm.com/api/?name=75dc7cf98723e675f2cd34b29fb92add

-22 - 869-1 © CEI:1994

Exemples non exhaustifs de caractéristiques définissant des variantes:

— orientation des portes sur le boitier;
— moyens de montage.

2.1.4 Catégorie climatique

Les atténuateurs doivent étre classés par catégorie climatique comme défini dans
I'annexe A de la CEI 68-1.

2.1.5 Niveau d’assurance de la qualité

Le iveau de contrf]e/NQA et
les groupes C ef D.
Lep
Ni
NQA =4 %
NQA =4 %
Ni
, NQA=1%
, NQA=1%
Niyeaw d’'assurance de la qualité C:

— contrdle du groupe A: niveau de contréle {l, NQA =0,4 %
— contrdle du groupe B: niveau de contrble I, NQA = 0,4 %
— contrdle du groupe C: périodes-de 12 mois
— contrdle du groupe D: périodes de 24 mois

Les groupes A et B font I'objet d'un contrdle par lot.

Les groupes C et D font I'objet de contréles périodiques (voir 3.3). Il est admis d’intégrer
dans la spécification particuliere un niveau d’'assurance de la qualité supplémentaire
(autres que ceux définis ci-dessus). Dans ce cas, la lettre capitale X doit étre utilisée.

NQA = Niveau de qualité acceptable
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Examples of features which define a variant include, but are not limited to the following:

— orientation of ports on housing;
— means for mounting.

2.1.4 Climatic category

Attenuators may be classified by climatic category as defined in appendix A of IEC 68-1.

2.1.5 Assessment level

The detailspecification shall include all required tests for quality assessments

Each te$t shall be assigned to one of four groups labelled A, B, C afd

The detail specification shall specify one or more assessment\evels; g shall
be designated by a capital letter.

The asgessment level defines the relationship be
levels/AQQL’s and groups C and D inspection periods

ction

The follpwing are preferred levels.

Assessment level A:

group A inspection;
— gfoup B inspectign:
g

- roup C inspect
- gfoup D i
Assessment level B
ection level I, AQL =1 %

ection level ll, AQL =1 %
18 month periods

— gfoup DM ion: 36 month periods.

— group A inspection: inspection level Il, AQL = 0,4 %
- group B inspection: inspection level I, AQL = 0,4 %
— group C inspection: 12 month periods
— group D inspection: 24 month periods

Groups A and B are subjected to lot-by-lot inspection.

Groups C and D are subjected to periodic inspection (see 3.3). One additional assessment
level (other than those specified above) may be added in the detail specification. When
this is done, the capital letter X shall be used.

AQL = Acceptable quality level
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2.2 Documentation

221 Symboles

Les symboles graphiques et littéraux doivent dans la mesure du possible étre ceux utilisés
dans la CEl 27 et ta CEIl 617, sauf indication contraire dans la présente spécification.

2.2.2 Structure des spécifications

La présente spécification fait partie de la structure a trois niveaux de la CEIl (voir le guide
CEl 102). Les spécifications auxiliaires doivent étre constituées de spécifications parti-
culieres cadres et de spécifications particuliéres. Cette structure est illustrée au tableau 1.
Il n’existe pas de spécifications intermédiaires pour les atténuateurs.

Tableau 1 — Structure a trois niveaux des spécifications Ia)GE|

Niveau des spécifications Exemples d'informations devant ppli bM
figurer dans les spécifications

Régles d’assurance de la qualité \
Régles de contrble
Méthodes d'essais d'environnephent

Plans d’échantillonnage
Regles d'identification > Deux ou plusieurs {milles

De base ou sous-famillgs

de composan

Famille de compopants

o0

mologation et/ou
procédures d'agrément de savoir-faire

Séquence essai de conformité
iculiege cadr de la qualité Groupes de types pyant
Prescriptions relaties. aux controles une séquence commurle d'essais

Informations communes a plusieurs types

Valeurs-individuelles
Particuliere Informations spécifiques Type individuel
Séquences d’essais de conformité de la qualité
achevées

Spécification particuliére cadre

La spécification particuliére cadre énumeére I'’ensemble des paramétres et caractéristiques
applicables & un atténuateur, y compris le type, les caractéristiques de fonctionnement,
les configurations de boitier, les méthodes d’essai et prescriptions de qualité de fonction-
nement. La spécification particuliére cadre est applicable a toute conception d’atténuateur
et prescription d’assurance de la qualité. La spécification particuliére cadre contient le for-
mat préconisé pour énoncer les informations requises dans la spécification particuliére.
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2.2 Documentation

2.21 Symbols

Graphical and letter symbols shall, whenever possible, be taken from IEC 27 and IEC 617
unless superseded by this specification.

2.2.2 Specification system

This specification is part of a three level IEC specification system (see |IEC guide 102).
Subsidiary specifications shall consist of blank detail specifications and detail specifi-
cations. This system is shown in table 1. There are no sectional specifications for
attenuators.

Table 1 - Three level IEC specification structur

Spedification level Examples of information pplicable to
to be included

Assessment system rules N \ \>
Inspection rules

Environmental test methods
Sampling plans

|dentification rule WO Or more component
Basic Marking standards, families or

Dimensional standards sub-families

Terminology

Symbol

Preferred number series m

Sl yni

)’"ﬁ N

| N
e <

i racedures
easurement methods
ility approval procedures

Component family

\ \Q%ity conformance test schedule
Blank detail ‘ Groups of types having

Inspection requirements a common test schedule
Information common to a number of types

ndividuat vatues
Detail Specific information Individual type
Completed quality conformance
test schedules

Blank detail specification

The blank detail specification lists all of the parameters and features applicable to an
attenuator, including the type, operating characteristics, housing configurations, test
methods and performance requirements. The blank detail specification is applicable to any
attenuator design and quality assessment requirement. The blank detail specification
contains the preferred format for stating the required information in the detail specification.
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Un atténuateur spécifique est décrit par la spécification particuliére correspondante qui est
rédigée en remplissant les parties & compléter de la spécification particuliére cadre. Sous
réserve des contraintes imposées par la présente spécification générique, la spécification
particuliére cadre peut étre complétée par tout comité national de {a CEI, définissant ainsi,
en tant que norme officielle de la CEl, une conception d’atténuateur particuliére.

Les spécifications particuliéres doivent préciser les éléments d'informations suivants
lorsqu’ils sont applicables:

- le type (voir 2.1.1);

— le modéle (voir 2.1.2);
— la ou les variantes (voir 2.1.3);

— le ou les numéros d’identification de la variante (voir 2.6
— la catégorie climatique (voir 2.1.4);

— tous les essais prescrits (voir 2.1.5 et 3.2);
— le niveau d’assurance de la qualité (voir 2 1
— la méthode des procédures de qualification (voir 3¢
— les prescriptions en matiére ualifé de\fon ti@em

2.2

Le spécifications particuliéres ne doivent ni
réq ¢ i en tant que plans de fabrication.

Sy

]
dr
To
et

ion du premier diédre ou la projection du troisieme dié-
les documents couverts par la présente spécification.
document doivent utiliser le méme systéme de |projection
ystéme employé.

Toutes_lessdimensions doivent étre données conformément a I'lSO 129, a la 'iSO 286-1 et
1SO9101.

Le systéme métrique doit étre utilisé dans les spécifications particuliéres cadres et dans
les spécifications particuliéres. Il est admis d’utiliser les pouces (connecteur générique).

Les dimensions ne doivent pas comporter plus de cing chiffres significatifs.

2.2.4 Mesures

Méthode de mesure

La méthode de mesure a utiliser pour les dimensions doit étre précisée dans la spécifi-
cation particuliére relative a toutes dimensions qui sont spécifiées dans une zone de
tolérance totale ne dépassant pas 0,01 mm (voir I'annexe A).
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Detail specifications

A specific attenuator is described by a corresponding detail specification, which is
prepared by filling in the blanks of the blank detail specification. Within the constraints
imposed by this generic specification, the blank detail specification may be filled in by any
national committee of the IEC, thereby defining as an official IEC standard a particular
attenuator design.

Detail specifications shall specify the following as applicable:

— type (see 2.1.1);
yle (see 2.1.2);
briant(s) (see 2.1.3);

ariant identification number(s) (see 2.6.1);

s
v
v

— climatic category (see 2.1.4);
all tests required (see 2.1.5 and 3.2)
apsessment level (see 2.1.5);
qpalification procedure method (see 3.2);

e 2.5).

— the performance requirements (sg

2.2.3 Pprawings

The drgwings and dimensions given in d i ions shall not restrict details of
construgtion, nor shall they be ranufaciuring>drawings.

Projectipn system

Either first angl@ g 3 on shall be used for the drawings in documjents
covered by this spé ati drawings within a document shall use the same|pro-
jection gystem a tate which system is used.

Dimensle

All dimgnsions g given in accordance with ISO 129, ISO 286-1 and 1SO 1101,

The metric system shall be used in blank detail specifications and detail specifications.
Note when inches may be used (connector generic).

Dimensions shall not contain more than five significant digits.

2.2.4 Measurements

Measurement method

The measurement method to be used for dimensions shall be specified in the detail specifi-
cation for any dimensions which are specified within a total tolerance zone of 0,01 mm or
less (see annex A).
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Composants de référence

Les composants de référence utilisés pour les mesures doivent, si nécessaire, étre pré-
cisés dans la spécification particuliére.

Calibres
Les calibres doivent, si nécessaire, étre spécifiés dans la spécification applicable.

2.2.5 Fiches de résultats d’essai

Des fiche i doi i sai 1é confor-
me lises dans
le oir 3.3.2).
Le

— le titre et la date de I'essai;

— la description de I'éprouvette, y compris le variante.

(voir 2.6.1);
le matériel d’essai utilisé et la date du d

pour fournir toutes les informations
aiflances (voir 3.2.6 et 3.3.2).

Lg &N utilises dans la construction des dispositifs doivent satisfaire aux prescrip-
tig ' S

La

rsque des matériaux ininflammables sont requis, I'exigence doit étre spécifife dans la
sgéciieation-appicable-et A .

LTV AP ALJIC C C C ailc UC il ICICTC ad 1d O

2.3.2 Exécution

La qualité des composants et du matériel connexe fabriqués doit étre homogéne et ces
derniers doivent étre exempts d'arétes vives, de bavures ou autres défauts susceptibles
de nuire a leur durée de vie, & leur état de fonctionnement ou a leur aspect. l est néces-
saire de préter une attention particuliére a la netteté et a la précision des marquages, des
revétements, des soudures, des collages, etc.
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Reference components

Reterence components for measurement purposes, if required, shall be specified in the

detail specification.
Gauges
Gauges, if required, shall be specified in the detail specification.

2.2.5 Test data sheets

Test data sheets shall be prepared for each test conducted as required by etail specifi-

cation. The data sheets shall be included in the qualification report (see
periodic fnspection report (see 3.3.2).

Data shgets shall contain the following information as a minimum;
- t
— specimen description including the variant identification

tle of test and date;

- tept equipment used;
— all applicable test details;

— all measurement values and obsexvatio

- su
analy

226 |

Instructions for u@h d all k ven by the manufacturer.

2.3 De

231 M

The devfs llobemanufactured of materials which will meet the requirements of
detail sp 3

When npniflammablé materials are required, the requirement shall be specified in
detail specification,and-thereedle-tlametestHEG695-2-2 shall-bereferenced:

.2.8)Nand in

raceable information for fa

2.3.2 Workmanship

the

lure

the

the

Components and associated hardware shall be manufactured to a uniform quality and
shall be free of sharp edges, burrs or other defects that would affect life, serviceability or
appearance. Particular attention shall be given to neatness and thoroughness of marking,

plating, soldering, bonding, etc.
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2.4 Qualité

Les atténuateurs doivent étre contrélés par les procédures d’assurance de la qualité
définies dans l'article 3. Les procédures de mesure et d’essai décrites dans larticle 4
doivent étre utilisées, selon le cas applicable, pour le contréle de la qualité.

2.5 Qualité de fonctionnement et caractéristiques

Les atténuateurs doivent étre conformes aux prescriptions relatives a la qualité de
fonctionnement, spécifiées dans la spécification particuliére.

2.6 [dentification et marquage

posants, matériel

Lofsque cela est requis par la spécification particuliére, 1gs \(
S omdurabl lisible.

cofinexe et les emballages doivent étre identifiés et marqué

2.6.1  Numéro d’identification de Ia variante

uUn numéro d’'identification de variante doit étre
spgcification particuliére.

Expmple: 09\6&9

Numéro de la spécification particuliére /L

yhte indiquée dans la

p-3

Varliante

Niyeau d'assurance de la gualité \

2.6.2 Ma@
Si|nécessaire

Cc

tion parti-

C

b série);

4)

5)/le numéro d’identification de la variante;

6) tout marquage supplémentaire prescrit par la spécification particuliére.

Si I'espace disponible ne permet pas de marquer I'ensemble des informations requises sur
le composant, chaque unité sera emballée individueliement et accompagnée d'une fiche
technique portant mention de toutes les informations prescrites non marquées sur le
composant. ‘

2.6.3 Marquage des emballages

Il 'est admis d’emballer ensemble plusieurs atténuateurs pour expédition.
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2.4 Quality
Attenuators shall be controlled by the quality assessment procedures of clause 3. The

measurement and test procedures of clause 4 shall be used, as applicable, for quality
assessment.

2.5 Performance ratings and characteristics

Attenuators shall meet the performance requirements specified in the detail specification.

2.6 Identification and marking

Compongents, associated hardware and shipping packages shall
legibly idlentified and marked when required by the detail specification

errnanentiyN and

2.6.1 Variant identification number

Each variant in a detail specification shall be assigned-a vari number.

>

Example: <@ 8000 GS\(O 1 @ﬁ iR

Detail spdcification number <

Variant

N P
Assessmgnt level
NG

2.6.2 30mpom<§
Component markirig
preferre 1

1)

p
2) m
3) m
m

v

.| The

4)
3)
6) any additional marking required by the detail specification.

riant’identification number;

If space does not allow for all the required marking on the component, each unit shall be
individually packaged with a data sheet containing all of the required information which is
not marked.

2.6.3 Package marking

Several attenuators may be packaged together for shipment.
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Si nécessaire, le marquage des emballages doit étre précisé dans la spécification parti-
culiére (SP). L’ordre de marquage recommandé est le suivant:

1) marque d’identification du fabricant;

2) numéro de référence du fabricant;

3) code de la date de fabrication (année/semaine, voir ISO 8601);

4) numéro(s) d’identification de la (des) variante(s) (voir 2.6.1);

5) la désignation du type (voir 2.1.1);

6) ie niveau d’assurance de la qualité;

7) tout marquage supplémentaire prescrit par la spécification applicable.

é

Léksque cela est applicable, les emballages individueis (& 1
t P

livraison, le code d’identité de 'usine du fabricant et I'identific&

3

Le

composent de ce qui suit:

3.

De

pdrticuliere a des

ny

Le
d!
Sy

Procédures de contréle de la qua'lité

s procédures relatives au contréle de la qua

— Les procédures d’homologati
— Le contréle de conformité de la qus

de contréle de conformité de la qualité
aux fins de contréle par échantillonnage s

ateurs SO?}I co

bssai <€ conformité de la qualité doit étre approuvé par I'Organisme N
rveillanceweir la CElI QC 001002).

e Fpmballage

ptés & la
ts.

osants se

écification
Des atté-
ils sont:

u, concep-

un de ces

pgation et
ational de

3.2 Procédures d’homologation

Les procédures d’homologation sont spécifiées dans le présent document ainsi que dans

la

spécification particuliére.

Les fabricants doivent satisfaire aux prescriptions générales de l'article 11 de la CEI
QC 001002 et fournir des preuves d’essai démontrant que les procédures d'essai de quali-
fication ont été réalisées avec succes.

Les procédures indiquées en 3.2.1 et 3.2.2 sont des méthodes alternatives de qualification
conformes aux prescriptions de 11.3.1 de la CEl QC 001002. La spécification particuliére
doit préciser la méthode a utiliser.
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Package marking, if required, shall be specified in the detail specification The preferred
order of marking is:

1) manufacturer’s identification mark or iogo;

2) manufacturer’s part numbers;

3) manufacturing date codes (year/week, see ISO 8601);
4) variant identification number(s) (see 2.6.1);

5) the type designations (see 2.1.1);

6) the assessment levels;

7) a
When a

with the
factory

3 AQud

Procedy

| |
[ ®)

ny additional marking required by the detail specification.

pplicable, individual unit packages (within the sealed packa
reference number of the certified record of released lots
dentity code and the component identification.

lity assessment procedures

res for quality assessment and release of com

ualification approval procedure
uality conformance inspection

3.1 §

within

samplin

approve
inspect

conformjance inspgctio
i inspe

ructurally similar components

common deta

shall marked
ufastyrer’s

bther
ality
e of

cess

idation
ising

3.2 Qualification approval procedures

Qualification approval procedures are specified herein, and in the detail specification.

Manufacturers shall comply with the general requirements of clause 11 of IEC QC 001002
and produce test evidence showing successful completion of the qualification test pro-
cedures.

The procedures of 3.2.1 and 3.2.2 are alternative methods for qualification as prescribed
in 11.3.1 of IEC QC 001002. The detail specification shall specify which procedure is to be

used.
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3.2.1  Procédure par échantillonnage fixe

La procédure par échantillonnage fixe consiste & soumettre un échantillon d'éprouvettes a
une séquence d’essais de qualification de I'échantilion fixe, telle qu’indiquée dans la spéci-
fication particuliére. L’échantillon doit étre prélevé dans la production en cours.

3.2.2 Procédures lot par lot et périodique

La procédure lot par lot et périodique consiste a effectuer les contréles lot par lot sur un
nombre spécifié de lots d’inspection (avec un nombre minimum de trois) prélevés dans un
laps de temps aussi bref que possible. Les essais périodiques sont alors effectués sur des
échantitlons prelevés dans au moins un des lots. La spécification particuliére doit préciser

|a ‘f.‘ échan na_,nv alBTe ;n -n_-n- 3-procegLre- e

armémment‘a)la publication
a taille de '¢chantillon

Legs échantillons doivent étre sélectionnés a partir des lots, co
410 de la CEl. Un contréle normal doit étre effectué, mais lorsq

est si réduite qu’elle implique un critére d’acceptation de , des\éprouvettes
supplémentaires doivent, de préférence, étre prélevées pour sati aux lexigences
relatives 2 la taille des lots autorisant un seul défaut,

3.2.3 Taille de I'échantillon

L3 nnage fixe
Le a I'aide des équipements et ges procé-
d . hantillon doit étre représentatif de la
ggmme d’appareils auli : est demandée.

A fla suite des espais dt éprouvettes relatives aux autres groupes doivent
étre sélectionnéegs de'fa Satdi armi les éprouvettes du Groupe «0».

3.p.4 Prépir

gniére dont

ign fournies

Lgs éprouvettes soumises aux essais de qualification doivent satisfaire aux |exigences
requises par la specification applicable.

3.2.6 Défaillances au cours des essais de qualification

Les fabricants doivent immédiatement aviser I'Organisme National de Surveillance lors-
qu'une défaillance se produit pendant les essais de qualification. Si I'Organisme National
de Surveillance estime que la défaillance n’a pas été expliquée et corrigée de maniéere
adéquate, le contréleur responsable chez le fabricant peut étre conduit & effectuer une
analyse formelle de la défaillance. Lorsque cette analyse est effectuée, le fabricant doit
préparer un rapport de défaillance et le soumettre a I'Organisme National de Surveillance.
Les rapports de défaillance doivent décrire la défaillance et sa cause, et définir P'action
corrective a effectuer pour y remédier. L'Organisme National de Surveillance doit alors
décider des différentes étapes a suivre.
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3.2.1 Fixed sample procedure

The fixed sample procedure consists of subjecting a sample of specimens to the fixed
sample qualification test sequence as specified in the detail specification. The sample
shali be drawn from current production.

3.2.2 Lot-by-lot and periodic procedures

The lot-by-lot and periodic procedure consists of performing lot-by-lot inspections on a
specified number of inspection lots (with a minimum of three) taken in as short a time as
possible. The periodic tests are then performed on samples selected from at least one
of the lots. The detail specification shall specify the sample size and periodicity for this

procedyre-
ction

shall

Samplep shall be selected from the lots in accordance with IEC 410
shall bg used, but when the sample size implies zero defects, add
preferably be taken to meet the sample size requirements for agCepta

3.2.3 |Sample size

The safnple size for qUalification approval by tf
fied in the detail specification.

The sp procedures used in cyrrent

product yge of devices for which approval
is soug

Followi ) S he specimens for the other groups shall be
random : i

3.24

The rel \ 3 de gpecification shall specify how specimens are {o be
prepardd a ed for testing. Specimens shall be mounted according tp the

manufa

3.2.5

Qualifigation specimens shall meet the performance requirements given in the detail gpeci-
fication.

3.2.6 Qualification failures

Manufacturers shall immediately notify the National Supervising Inspectorate (NSl) when a
failure occurs during qualification testing. If the NSI determines that the failure has not
been adequately explained and corrected, the manufacturer's Chief Inspector may be
directed to conduct a formal failure analysis. When complete, the manufacturer shall
prepare and submit a failure report to the NSI. Failure reports shall describe the failure
and its cause along with recommended corrective action to be taken. The NSI shall then
decide the steps to be taken.
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Tous les rapports de défaillance, y compris les directives de I’Organisme National de
Surveillance, doivent étre inclus dans le rapport d’homologation (voir 3.2.8).

Une ou plusieurs défaillances non résolues doivent entrainer le rejet de la demande
d’homologation.

3.2.7 Maintien de I'homologation

L’homologation relative a des composants doit étre entretenue en les soumettant en
permanence aux exigences de conformité de la qualité spécifiées en 3.3.

Si I'un des événements suivants se produit, I'homologation doit étre vérifiée:

— le programme de production est tel que les essais pério6i pe«lAvent étre

- la conformité des composants avec I'homologation init i oute. Par
exemple, des moditications techniques sont virtueller modifier la
qualité de fonctionnement du composant;

— une modification a été apportée a la spécific

L’homologation doit étre vérifiée par les procédurs i 3 et 11.5.4|de la CEI
Q¢ 001002.

3.2.8 Rapport de qualification

L ont étre enregistrés dans un rapport
d

3.8 Contréle de

Le contrél
spgcifiés dan
onfOrmer aux exigences générales des regles et grocédures

régissafnt le 3 formité de la qualité des composants (voir I'article 12 de la CEl

se compose des contrbles lot par lot et pgriodiques
et dans la spécification particuliére.

contréles lot par lot et périodiques doivent spécifier les grqupements

et|doivent étre ébablis conformément 4 12.3 de la CEl QC 001002.

3.3 Inspection 1ot par 1ot

L'inspection lot par lot consiste & soumettre un échantillon d'éprouvettes aux essais des
groupes A et B indiqués dans la spécification particuliére.

Les éprouvettes doivent étre prélevées dans chaque lot d'inspection conformément au
plan d'échantillonnage spécifié. lls doivent étre prélevés de maniére aléatoire dans la
production courante.
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All failure reports, including the directions of the NSI, shall be included in the qualification
report (see 3.2.8).

One or more unresolved failures shall be cause for refusal to grant qualification approval.

3.2.7 Maintenance of qualification approval

Qualification approval shall be maintained for components by continuously submitting
them to the quality conformance requirements as specified in 3.3.

Qualification approval shall be verified if any of the following conditions exist:

- th

specified frequency.

- tH
For ¢
comp

- a

IEC QC

3.2.8

Qualification testing resuits shall be

accorda

Quality ¢

[ :onform :
herein and in the déta

e production program is such that the periodic tests cannot b

rr'eb«s

xample, technical modifications may potentially chan
onent;

change has been made to the specification.

001002.

Qualification report

He lot-by-lot and periodic inspections sped

4 of

in

ified

Manufaq g general requirements of the rules and procedures
governifg qualit 3 pspection of components in accordance with clause 12 of
IEC QC

Lot-by-I spection schedules shall specify the groupings and be esgtab-
lished in} accordance with 12.3 of {IEC QC 001002.

3.3.1 [ot-pby-lotinspection

Lot-by-lot inspection consists of subjecting a sample of specimens to the group A and B
tests specified in the detail specification.

Specimens shall be drawn from each inspection lot in accordance with the specified
sampling plan. They shall be drawn in a random fashion from current production.
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Constitution des lots d’inspection

Un lot d’inspection peut étre constitué a partir d’'un ou de plusieurs lots de production qui
ont été constitués conformément aux directives suivantes:

~ les lots d’inspection doivent étre constitués de lots de production de modéles asso-
ciables. (voir 3.1).

— la période durant laquelle les lots de production ont été rassemblés ne doit pas
dépasser un (1) mois.

Le plan relatif au rassemblement des lots de production pour constituer des lots
d’inspection doit étre approuvé par I'Organisme National de Surveillance.

Lats refusés

Les éprouvettes qui se sont révélées défectueuses au coyrs 2 controle
lof par lot doivent étre traitées conformément aux préscripti 4.1 de la CEIl
QC 001002. Il est permis de remanier les lots refusés g iminer les
défauts. Le lot remanié doit étre alors soumis & un né iis doivent
étre séparés des nouveaux lots et doivent é i que lots
recontrélés.

3.8.2 Contréle périodique

Ldg contréle périodique consiste a‘soume 3 on d’éprouvettes aux essais des
grpupes C et D indiqués dans Ia licable. Les essais de chaque groupe

ddivent étre effectués a la date
cable (voir 2.1.5).

iveau d’assurance de la qualité appli-

Lgs éprouvettes| sc periodique doivent satisfaire aux exigences de

qyalité de ftcti la spécification particuliére.

T3ille de I'écha

Lg la spécifi-
ca

L sbrouvettes
dqi echcés les
cqntrdles lotyaylot spécifiés en 3.3.1, & compter de la date du contréle précédeint.

Apres la réalisation des essais du groupe «C0» ou «D0», les éprouvettes relatives aux
autres groupes doivent étre sélectionnées de maniére aléatoire a partir des éprouvettes
du groupe «C0» ou du groupe «D0».

Défaillances constatées au cours du contréle périodique
Les défaillances doivent étre traitées conformément aux procédures de 3.2.6.

Si une éprouvette ne satisfait pas aux exigences d'un essai périodique, le contréleur
responsable chez le fabricant doit immédiatement mettre en oeuvre les prescriptions de
12.6 de la CEI QC 001002.
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Formation of inspection lots

An inspection lot may consist of one production lot or of several lots which have been
aggregated under the following safeguards:

— inspection lots shall consist of structurally similar production lots (see 3.1);

— the period over which the production lots were aggregated shall not exceed one
month.

The plan for the aggregation of production lots into inspection lots shall be approved by
the National Supervising Inspectorate.

Rejectec]! lots

Specimgns found to be defective during lot-by-lot testing shall be\tre
with 12.4.1 of IEC QC 001002. Rejected lots may be reworked/Ao

ened ingpection. They shall be separated from new lots ahd sha
re-inspepted lots.

3.3.2 Periodic inspection

Periodic nd D
tests specified in the detail specificatjon. briod
specifie :

Periodiqg inspection sp

specification. :

Sample|size

etail

The sample size for peri sp

The speci S be_representative of the range of devices to be inspected. The speci-

3.3.1 duringrthe time since the previous periodic inspection.

Following complefion of the group "CO" or "'DU" tests, the specimens for the oiher groups
shall be randomily selected from the group "C0" or "D0" specimens.

Periodic inspection failures
Failures shall be treated according to the procedures of 3.2.6.

If a specimen fails to satisfy the requirements of a periodic test, the manufacturer’s chief
inspector shall immediately initiate the requirements of 12.6 of IEC QC 001002.
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Une ou plusieurs défaillances non résolues doivent entrainer le retrait de I’'homologation.
Rapport de contréle périodique

Les résultats d’essais périodiques doivent étre conservés conformément aux prescriptions
de 12.4.2 de ia CEI QC 001002.

3.4 Rapports certifiés de lots acceptés

Les spécifications particuliéres doivent indiquer si un rapport certifié de lots acceptés est
requis. Si c’est le cas, le rapport doit étre élaboré conformément & l'article 14 de la CEl
QC 001002 et doit au moins contenir les informations suivantes:

— des renseignements sur les attributs (c’est-a-dire le nombre~de compgsarits soumis
aux essais et le nombre de composants défectueux) relatifs dux essaig dans|les sous-
groupes couverts par le contrble périodique, sans référen€ bur lequel

le refus a été prononcé;

des renseignements concernant les variables re
mances optiques intervenues apres 'essai d’envir

O

Livraisons différées

Le
an

pra

5 & compter de la date d’accep
cédure de réinspection doit

raison. La
uvée par
en stock

le fabricant et apprg
réinspecté peut étre remis

pendant une autre dur
3.4 Livraisona Qn deg essais du groupe B
Lo CER41Q concernant le passage en inspection rédujte ont été

rer
sa

'sque les Con
nplies p (o]

nts avant la ¢

S compo-

" méthodes d’essais autres que celles indiquées dans

la spécifi-

cafi gpendant, le fabricant doit impérativement prouver a I'Qrganisme
Nationa utyeiidnce que la méthode alternative qu’il préconise donnera des$ résultats
éqpi ux obtenus par les méthodes spécifiées. En cas de litige| seule la
mgthode d’essdi indiquée dans la spécification applicable doit étre utilisée.

3.8 Paramétres non spécifiés

Seuls les paramétres d’'un composant qui ont été précisés dans une spécification particu-
liere et qui ont fait I'objet d’essais peuvent étre considérés comme étant dans les limites
spécifiées. Il convient de ne pas considérer que les paramétres non spécifiés seront homo-
génes et inchangés d’'un composant a un autre. Si le contréle de paramétres, autres que
ceux spécifiés, s’avére nécessaire, une nouvelle spécification plus exhaustive doit étre
rédigée et utilisée. La (les) méthode(s) d’essai supplémentaire(s) doit (doivent) étre
décrite(s) et les limites de performances appropriées et les niveaux d’assurance de la
qualité doivent étre spécifiés.
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One or more unresolved failures shall be cause to withdraw qualification approval.
Periodic inspection report

Periodic testing results shall be maintained in accordance with the requirements of 12.4.2
of IEC QC 001002.

3.4 Certified record of released lots

The detail specifications shall specify if a certified record of released lots is required.
When required, the record shall be prepared in accordance with clause 14 of IEC

QC 001002 and contain the following information as a minimum:
ber of\defertive
i ithout refer-

— variable information for the change of any optical perfor P any
envirpbnmental test.

— ajtribute information (i.e. number of components tested and n
components) for tests in the sub-groups covered by periodic insp
ence|to the parameter for which rejection was made.

3.5 Delayed deliveries

Releasgd components which have bgenin s S i ears
followin > htion
procedure shall be recommended by thexmahufa > ; onal
Supervi : for
another(specified period.

3.6 Delivery release jp

When the conditi 0 d for
all group B tests) Btion

of these

3.7 A
Alternat ose specified in the detail specification may be ysed.
Howeve ar must satisfy the National Supervising Inspectorate that the

alternat|ve
In case

ive results equivalent to those obtained by the methods specified.
y the test method specified in the detail specification shall be usled.

3.8 Unchecked parameters

Only those component parameters which have been specified in a detail specification and
which were tested can be assumed to be within the specified limits. it should not be
assumed that unspecified parameters will be uniform and unchanged from one component
to another. If it should be necessary to control parameters other than those specified, a
new, more extensive detail specification shall be written and used. The additional test
method(s) shall be described, and appropriate performance limits and assessment levels
specified.
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4 Procédures de mesures et d’essais d’environnement

4.1 Conditions standard
Les conditions atmosphériques standard, y compris la reprise des éprouvettes, de la

CEIl 68-1 sont applicables. La specmcatlon applicable doit préciser les procédures de pré-
conditionnement et de reprise.

4.2 Nettoyage des surfaces optiques

Le nettoyage des surfaces optiques est autorisé en tant que partie du préconditionnement
et de la repnse d’essai, sauf indication contraire spécmée dans Ia spécmcatlon parti-

"btilisation (vonr 2. 2 6)

4B Procédures de mesure

Lgs procédures de mesure a utiliser pour I'assurance it doi btre sélec-
tignnées parmi celles qui sont indiquées au tableau

Tableau 2 — Liste des procédures de

Py ure A >\/( \> &agraphe
Examen visuel \J 43.1

Dimensions et masse 43.2
Contréle du produit 433

Perte d'insertion 434
2 435
ilité de

436
43.7
438
4.3.9

procegdure est de s’assurer que I'éprouvette est conforme aux prescriptions
tlon de” construction et de marquage indiquées dans la spécificqtion parti-

Description générale

L'éprouvette est examinée afin de s'assurer que sa construction est la méme que celle
décrite dans la spécification particuliére, que la qualité d’exécution est satisfaisante et
que le marquage est correct.

Appareillage

Selon les prescriptions.
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4 Measurement and environmental test procedures

4.1 Standard conditions

The standard atmospheric conditions, including specimen recovery of IEC 68-1 apply. The
detail specification shall specify the pre-conditioning and recovery procedures.

4.2 Cleaning of optical surfaces

Cleaning of optical surfaces is permitted as part of test pre-conditioning and recovery
unless otherwise specified in the detail specification. Cleaning shall be in accordance with
the requirements of any instructions for use (enn 22 a)

The medsurement procedures to be used for quality assess

Table 2 - List of measureme

Prooedurey\ A >

4.3 Megsurement procedures
table 2.
Visual inspection
Dimensions and mass
Examination of product
Insertion loss
Return loss
Wavelength
Polarizati
Change i tr
M umigput po
4.3.1 isual insgectio
Purpose
The pur
construg

dure is to ensure that the specimen conforms to the des
tion and-marking requirements of the detail specification.

General description

The specimen is examined to ensure that it is constructed as described in the detail speci-
fication, that the workmanship is satisfactory and that the marking is correct.

Apparatus

As required.
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Procédure

a) Préconditionner [I'éprouvette en procédant conformément aux prescriptions
spécifiées.

b) Examiner visuellement I'éprouvette conformément aux prescriptions spécifiées.
¢} Appliquer la procédure de reprise spécifiée.

Prescriptions

~ La configuration, éventuellement le type de connecteur, I'orientation des portes
doivent étre conformes aux prescriptions de la spécification applicable;

-~ la qualité d’exécution doit étre conforme aux prescriptions de(2.4.2}

— le marquage doit étre conforme aux prescriptions de la sp8¢i icable.

Détails a spécifier

Lgs détails suivants doivent, le cas échéant, étre indigt ification applicable:

— le type et la configuration de I'atténuate
— les dimensions du boftier;
le marquage;

Obi

4

=scriptions
ere.

Toutes.-les.dimensi i é 8 i érifier leur
cqgnformité ave< la spécification particuliére.

Appareillage

Lorsqu'une méthode de mesure dimensionnelle est indiquée dans la spécification parti-
culiére (voir 2.2.4); la méthode doit étre utilisée. Autrement, il est admis d’ utlhser des
instruments de mesure appropriés.

Procédure

a) Préconditionner [I'éprouvette en procédant conformément aux prescriptions
spécifiées.
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Procedure

a) Pre-condition the specimen as specified.

b) Visually inspect the specimen to the specified requirements.
c) Perform the specified recovery procedure.

Requirements

— The configuration, the connector type if any, the orientation of the ports, etc., shall
be as specified in the detail specification;

— wprkmanship shall be in accordance with 2.4.2;
— marking shall be in accordance with the requirements of the detail spdcification

Details o be specified

The follgwing details, as applicable, shall be given in the dets

aftenuator type and configuration;
hpusing dimensions;

- marking;
pfe-conditioning procedure;

— rgcovery procedure;

— deviations from stapda v od%
4.3.2 Dimensions and
Purposé @

The pur|
and mag

nsure that the specimen conforms to the dimensjonal
R the detail specification.

pose of this prog

Genera

All size dimensions and mass are measured for conformance to the detail specification.

Apparatus

When a size measurement method is specified in the detail specification (see 2.2.4), that
method shall be used. Otherwise, appropriate measuring instruments may be used.

Procedure

a) Pre-condition the specimen as specified.
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b) Mesurer les dimensions.
c) Mesurer la masse. .
d) Appliquer la procédure de reprise spécifiée.

Prescriptions

Toutes les dimensions et toutes les masses doivent étre conformes aux prescriptions de la
spécification applicable.

Détails a spécifier

Le ion parti-
culié
les dimensions;

— la masse;

— les méthodes de mesures dimensionnelles, si pye

— la méthode de mesure de la masse;

— la procédure de préconditionnement;

— la procédure de reprise;

— les écarts.
4.3.3 Examen du produit
Objet
Le difications
su
Dg
L’éprouvett€ fa Nt
Aq
1l . : [ de multi-
plicationsoptique\maximal autorisé est de 5.
Pracédure

a) Examiner visuellement I'éprouvette avant d’effectuer ’'essai d’environnement;

b) répéter I'examen au moment d’effectuer la mesure spécifiée pendant et/ou aprés
I'essai d’environnement.

Prescriptions

~ Aucune partie de I’éprouvette ne doit étre brisée, desserrée, déformée ou déplacée;
I'éprouvette doit étre exempte de criques, d’'éclats ou autre détérioration susceptible de
nuire a son fonctionnement normal,

— le marquage doit étre lisible.
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b) Measure the size dimensions.

c) Measure the mass.

d) Perform specified recovery procedure.

Requirements

All size dimensions and mass shall be in accordance with the detail specification.

Details to be specified

The follpwing details, as applicable, shall be given in the detail speciication:

4.3.3

Purposp

The purpose of this proced
from arn environmenta $

Genergdl descripti
The sp
Appars

Optica
optical

Proce

a)

imensions;
ass;
ze measurement methods, if required (see 2.2.4);

mass measurement method,;

gre-conditioning procedure;

recovery procedure; '

deviations from standard test p oceu&

Examination of product

bcimen is

magnifica 5 power.

result

ksible

ure

Visually inspect the specimen before the environmental test;

b) Repeat the inspection at the measurement time(s) specitied during and/or after the
environmental test.

Requirements

— The specimen shall show no evidence of broken, loose, deformed or displaced
parts; of cracks, chips or other damage detrimental to normal operation;

marking shall be legible.
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Détails a spécifier

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre indiqués dans la spécification applicable:

— le ou les temps de mesure initial;
— les écarts par rapport a la procédure d’essai standard.

4.3.4 Valeur de r'atténuation (perte d’insertion)

Objet

Le but de cette procédure est de mesurer la (ies) valeur(s) de fatteruation d'un atté-
nuateur.

]

escription générale

est admis d’utiliser un certain nombre de méthodes poux m sp 19 r d'atténuation.
R b méthode.
éfre transmise par la

mo =
D
el
0]
2
Q
[+]
=
o
)
O
=
3
24
©
[5]
Q
)]
3
[0]
%2}
c
=
(]
=
]
[}
Ll
(¢]
[o]
w
w
[¢]
=
=
@
oY
Fn
(o]
o}

linison a fibre optique est mesurée sans ingtallation attényateur. L'atténuateur est

e iSSANCE nouveau mesurée.| La valeur

dratténuation est définie comme€ \ de puissance oplique trans-

dB). La spécification |particuliére

mesurée soient égales| dans une

tplérance spécifiée.

Dans le cas d'un<atte ixe, une seule valeur d’atténuation est a

mesurer.

Rour un 5 . surNfongtionner de maniére bidirectionnelle, dIs mesures

geuvent étep citication particuliere dans les deux directiops. Dans ce

das, il sera gk

Un atién s_en oontinu ou un atténuateur variable par échelon discret aura

plus d aleur d’atténuation nominale. La spécification particulllére exigera

10e ent-que Ya valeur d'atténuation soit mesurée a plus d'un réglage pour ces types

&

Troid_méthodes différentes sont spécifiées. Ces méthodes sont résumées dang la figure 2.
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Details to be specified

The following details, as applicable, shall be given in the detail specification:

— inspection time(s);
— deviations from standard test procedure.

4.3.4 Attenuation value (insertion loss)

Purpose

The purpese-of-thisprocedureistomeasuretheattenuation vatuets) ot aryatt

Generalldescription

A numbe
is basicall
be transtn
the atte
value ig

expresse
measurg

measureg.

For an 3ttenuator esi
the detalel specific
parameter will be ob

A contlmuousl ariab iscrete”step variable attenuator will have more than
. The detail specification will normally require the

nominal

udlor.

inCiple

nuation gasuredyat more than one setting for these attenuator types.

Three s¢parate test mg

thods are specified. These are summarized in figure 2:

can
[hen
ation
d is
and

e to

d by
the

one
ntte-
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Numéro de Description Configuration(s)
méthode applicable(s)
1 Méthode par coupure:

Td

La plus précise, mais - L1 “ L2 A
partiellement destructive

pour les atténuateurs Atténuateus
T
L1 L2
— e
c
oupure Atténuateur
TJ 1
=

2 Méthode par substitution:
Variante de la Méthode 1,
non destructive, mais
nécessite l'utilisation de
fibres de référence, et elle
est moins précise

3 Méthode par insertion:
Concerne uniquement le
atténuateurs munis de
connecteurs intégrés ou
fixés, mais la précision
peut étre limitée par la
qualité deg/comnpec

o O

hodes de mesure de ’affaiblissement

Connecteur de référence

ign d’'un atténuateur multimodal dépend fréquemment et dags une trés
épartition de la puissance modale injectée dans la porte d’gntrée. Afin
d'pbtenir.des mesures reproductibles, il est nécessaire d'utiliser des conditions|d’injection
standards qui“sont clairement définies et qui peuvent étre facilement reproduites avec

réeision
p CToToTE

Deux conditions d’injection différentes, relatives aux dispositifs multimodaux, sont
indiquées dans la spécification générique. Elies sont destinées a s’approcher de la distri-
bution modale de puissance a I'entrée susceptible d’'étre rencontrée par un atténuateur
situé 1) a proximité de 'extrémité de la source, et 2) 4 une distance éloignée en aval de la
source dans un raccord par fibres optiques.

Cas 1: les conditions d’injection parfaitement remplie peuvent étre obtenues, par
exemple, en injectant la puissance optique dans la fibre de la porte d’entrée, a I'aide
d'un systéme de lentilles destiné a générer une tache de radiance uniforme présentant
un diamétre supérieur a celui du coeur de la fibre et un angie au sommet supérieur a
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Method
number

Description

Applicable
configuration(s)

1 Cut-back method:
Most precise, but
partially destructive
to attenuators

— e

Attenuator

[ |

Attenuator

A

2 Substitution method:
Alternative to Method 1.
Non-destructive,

but requires reference fibre
and generally less precise

3 Insertion method:

Only option for
attenuators with integral
or attached connectors
but precision is limited
by connector quality

B, C

Launch

The attg
extent,
repeataple mea

O
~—"
:i Aftenuationbvalue measurement methods

e of\a multimode attenuator frequently depends, to a significant
ower distribution launched into the input port. In order to optain
nts, it is necessary to use standard launch conditions which are

clearly dlefined and tan be duplicated easily and precisely.

Two different launch conditions, for measuring multimode devices, are specified in this
generic specification. They are intended to approximate the input mode distribution which
would be encountered by an attenuator located 1) near the source end, and 2) a long
distance downstream from the source in a fibre optic link.

Case 1: fully filled launch conditions can be achieved, for example, by launching optical
power into the input port fibre using a lens system to give a uniform radiance spot with
size greater than the core diameter of the fibre and a cone angle greater than the
acceptance angle of that fibre. Alternatively, the optical power from the source can be
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I'angle d’admission de cette fibre. Alternativement, la puissance optique émise par la
source peut étre injectée a travers la fibre de sortie d’un élément d’excitation, qui est
une fibre a saut d'indice dont le diametre du coeur et I'angle d’admission sont
supérieurs au diametre du coeur et & I'angle d’admission correspondants de la fibre de
la porte d’entrée. Au niveau de la fibre de sortie de I'élément d’excitation, I'angle au
sommet et le diameétre du coeur doivent étre remplis de fagon homogeéne.

Cas 2: les conditions d'injection, qui s’approchent d’une répartition de modes en équi-
libre, peuvent étre produites en injectant, par exemple, la puissance optique dans la
fibre de la porte d'entrée, avec un diamétre de tache et un angle au sommet inférieurs
au diametre du coeur et a I'angle d’admission correspondants de la fibre en question.
La taille de la tache injectée et 'angle au sommet requis varieront d’'une fibre a une
autre, mais devraient étre tels que la répartition des modes de la fibre d’entrée ne varie

pas en fonction de la longueur. Une autre méthode, permettant /d’ ob ir une approxi-

mation de la répartition modale de puissance en équilibr iste-\@) utiliser une

longueur suffisante de fibre identique a la fibre d’entrée de on.
Lorsque la puissance générée par I'élément d’excitation i intermédiaire
d’y in raccord
temporaire
Grace & sa plus grande facilité de mi N ' 5 i i A tous les
augres types de fibres, le cas 1 . £ ilisé, indication
co 3
Il ¢st possible que la répartition ultimodal
d;\s une liaison type soit consi i rente de celle représentée ar 'un ou
I'aptre des deux e s. 1l est
indispensable de/“ecomp ; i t pas en
mesure et ng sopt, ACON vant avec
prIcision I' : 5 modales
supceptibles d S
En ] , la longueur d’onde de la|source (y
co ale totale) doit étre supérieure a la longueur d’'onde de coupure
de oiemegrit et la longueur de la fibre sur la porte d’entrée doif étre telle
quE e supérieur susceptible d’étre initialement injecté soit suffisamment
atténué, P ifs dispositifs, I'état de polarisation de la puissance optique et son
orientation ent étre importants, et seront, si nécessaire, précisés dans la spécification
pa

Appareillage d’essai

Elément source S

Cet élément comprend un émetteur optique, sa fibre amorce (éventuellement) et

I'é

lectronique de commande associée. Il peut comprendre une modulation mécanique ou
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launched through an excitation unit output fibre which is a step index fibre with a larger
core diameter and acceptance angle than the corresponding core diameter and accep-
- tance angle of the input port fibre. At the excitation unit output fibre, the cone angie and
core diameter must be uniformly filled.

Case 2: launch conditions, which approximate an equilibrium mode distribution, may be
produced, for example, by launching optical power into the input port fibre with a
smaller spot diameter and cone angle than the corresponding core diameter and
acceptance angle of that fibre. The size of the launch spot and cone angle required will
vary from fibre to fibre but must be such that the modal distribution within the input port
fibre does not vary with length. An alternative method of producing an approximation to

an eiuilibrium mode distribution is by using a sufficiently long length of fibrexidentigal to

the i
fibre
vary

coupled
not to
measur

Due to fts greater ease of implement

1is

preferre beifi-
cation.
The inp attenuator in a typical link|may

differ cqnsiderably from thé
tions. It|must be understo

for all m

For sing

e above sets of launching ¢

dvelength of the source (including the total spg

3 4l measurements cannot, and art not
intended to yield resul ~ 3 s e attenuator transmission perform

ode distri%tio

bndi-

nce

ctral

utoff wavelength of the fibre. The deployment and i

width) ngth
of the f ust be such that any higher order modes that may be
launche iently attenuated. For some devices, the polarization st:Fe of
the opt & and\ijg” orientation may be significant, and when required, will be
specifie

Apparatus

Source unit S

This consists of an optical emitter, its fibre pigtail (if any) and associated driving elec-
tronics. it may include mechanical or electrical modulation of the optical power. It could,
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électrique de la puissance optique. Il pourrait s’agir par exemple d’une diode électro-
luminescente, d’'une source de rayonnement laser ou d’une source a larges bandes
spectrales combiné a une filtre interférenciel ou & un monochromateur. Les caracté-
ristiques précises doivent étre compatibles avec les prescriptions de mesures et doivent
étre indiquées dans la spécification particuliére, y compris:

— la sortie de puissance,

— lalongueur d’onde créte,

— lalargeur spectrale,

— la cohérence ou l'incohérence,

~ la stabilité de sortie de puissance,

— le type de fibre amorce (éventueliement).

L’'4lément d’excitation E

Il geprésente le systéme optique passif qui
daps les conditions d'injection prescrite

étre compatible avec I'atténuat€ur 1
particuliére.

issa optique & I'ajténuateur
onditions d’injectign). 1l doit
ndiqué dans la spgcification

Ele¢ment détecteur D

ement) et
sible 3 la
bnt détec-
t avoir un
Ximum du
_es carac-
et doivent

— 14 Sensipllite maximum,

— lalinéarité,

— la sensibilité & la longueur d’onde créte,

~ le domaine de sensibilité de la longueur d'onde,
— la stabilité,

~ le type de fibre amorce (éventuellement).
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for example, be a LED, a laser, or a spectrally broadband source combined with an
interference filter or monochromator. The precise characteristics shall be compatible with
the measurement requirements, and shall be specified in the detail specification, includ-
ing:

- power output,

— peak wavelength,

— spectral width,

— coherent or incoherent,
— power output stability,

- f't|>re type (if any).

Excitatign unit E

This represents the passive optical system whi the
attenuatpr with the required launch conditions (sg pat-
ible with[the attenuator being measur S ified inthe detail specificatign.

Detectof unit D

This co s fibre pigtail (if any) and associated dete¢tion
electron » ensitive detection of a mechanically or electripally
modulat it ctor element, or the core of fibre which may be pigtailed
to it, shall =Ny 1d dacceptance angle which exceed respectively the maxifnum
core did er andNpumekical aperture of the fibre on the attenuator output port.(The
precise { all be compatible with the measurement requirements, and ghall
be specifi

— maximum sensitivity,

— linearity,

— peak wavelength sensitivity,

— range of wavelength sensitivity,
— stability,

- pigtail fibre type (if any).
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Raccord temporaire TJ

TJ

CEl:1994

Ceci représente une méthode, un dispositif ou un appareillage mécanique pour alignement

temporaire de deux extrémités de fibre en un raccord reproductible a faible ins
raccord temporaire peut étre par exemple une rainure en V de précision, un
succion, un micromanipulateur ou une épissure mécanique ou par fusion. On u

ertion. Ce
plateau a
tilisera de

préférence un matériau d’adaptation a indice de réfraction approprié. La stabilité du joint

temporaire doit étre compatible avec le niveau de précision de mesure prescrit.

Fibre de référence

Il $’agit d’'une fibre fabriquée avec précision ou soigneuseme
dep fins de mesure. Si nécessaire, la longueur et le
opliques sont maintenus dans les limites prescrites par la

Longueurs des fibres
Lo

ac
ce

Prpcédure

Généralités

Le outes les méthodes de mesure:

1) les

de maniér;

s7a la source et au détecteur, doivent étre
ent planes et perpendiculaires a I'axe des fi

ssaire de prendre des précautions pour s’assurer qu’il n'y a au
iveau des interfaces de I'atténuateur et du détecteur. Les mode

ytilisée a
onnels et

efe.

ations qui
énérique,

préparées
pres; elles

source et

Bviter des

cun mode
5 de gaine

doivent étre éliminés sait en tant que fonction naturelle de |a longueur de fib

e, soit en

ajoutant un extracteur de modes de gaine;

5) la répartition des modes au niveau de l'interface de I'atténuateur, telle qu’indiquée
dans la spécification applicable, doit étre effectuée soit en tant que fonction naturelle
de la longueur de la fibre, soit en utilisant un simulateur d’'équilibre modale, ou un

brouilleur de modes;

6) la fibre d'essai doit étre sélectionnée de maniére conforme aux paramétres des

fibres, comme cela est indiqué dans la spécification applicable;

7) les changements de position des fibres doivent étre minimisés pendant
dure et des précautions doivent &tre prises afin de ne pas dépasser le
courbure minimal spécifié;

la procé-
rayon de
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Temporary joint TJ

T

v

This is a method, device or mechanical fixture for temporarily aligning two fibre ends into a
reproducible low loss joint. It may, for example, be a precision V-groove, vacuum chuck,
micromanipulator or a fusion or mechanical splice. A suitable refractive index matching
material shall preferably be used. The stability of the temporary joint shall be compatible

with the measurement precision required.

Reference fibre

Such a fibre is a precisely made or selected fibre used for measurg

fhen

required, the length, dimensional and optical parameters are are
specifiefl in the detail specification.

Fibre lengths

Where fibre lengths L1, L2, L3... are indicated i i i sompanying the| test

methods
detail specification.

Procedyre
Genera

The follpwing procedu

hall be specified il the

1) the fibre such
that fhey are smnigd i be
clear;
2) the fibre ts to
minimi
3) t Ached\into the fibre shall be low enough to prevent non-linear scatter-

4) precautions_shall be taken to insure that cladding modes are not present af the

attenjuator‘or detéctor. Cladding modes shall be stripped either as a natural functi

bn of

5) the mode distribution at the attenuator input port, as specified in the detail specifi-

cation, shall be either a fully filled, or an equilibrium mode distribution;

6) the reference fibre shall be selected to match the fibre parameters of the attenuator

as specified in the detail specification;

7) positional changes of the fibres shall be minimized during the procedure and pre-
cautions shall be taken to ensure that excessive bending of any fibres which could

affect the measurement does not occur;
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8) des précautions doivent étre prises afin de ne pas perturber les extrémités des
fibres dans les raccords temporaires, lors de la manipulation des composants;

9) les longueurs de fibres (L1), (L’1), (L2), (L3), (L4) et (L5) — selon le cas applicable —

doivent étre telles qu’indiqué dans la spécification applicable.

Methode 1: Méthode par coupure

Cette méthode s’applique uniquement aux atténuateurs de configuration A.

a) Conformément au schéma ci-dessous, mesurer et enregistrer le

niveau de

puissance P,. Dans les cas ou l'atténuateur est variable, mesurer et enregistrer le

niveau de puissance P, pour tous Tes réglages de la valeur datignuation indjqués dans
la spécification particuliére.
Configuration A Q\
@ten ateuy P,
TJ S
s E —— <*+—>» x dB D
X
|<-———>|
2
b) Aprés s’étre assuré de la gfabilité de R ouper la fibre entre le raccord femporaire
et I'atténuateur. La longueur L’1 doit étre précisée dang| la spécifi-
cation particuliére’
Coupure Atténuateur
P p1
dB D
» l<——>l
L' [ 2
tténuateur du montage d’'essai, en faisant attention a ne pas @éplacer la
fibre dan faccord temporaire.
d)” Préparer Pextrémité coupée de la fibre de maniére qu’elle soit lisse Iquasiment

plane et perpendicuiaire a I'axe de la fixe.

e) Raccorder I'extrémité préparée de la fibre au détecteur. Mesurer et enregistrer le

niveau de puissance P,.

TJ

L1
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8) precautions shall be taken not to disturb fibre ends in temporary joints when
performing the measurements;

9) the fibre lengths (L1), (L"1), (L2), (L3), (L4) and (L5) — as applicable — shall be as
specified in the detail specification.

Method 1: Cut-back method

This method is applicable only to configuration A attenuators.

a) In accordance with the following diagram, measure and record power level Py.
In cases where the attenuator is variable, measure and record P, tor all attenuatlon
valug-settings—spevcified-mrthe detait specificatiomn:

Configuration A

U

T
S E <> D
b) After ensuring the stability of P i tween the temporary joint and the

attenuator. The length of the cut ¢
catiop. ‘

Ecifi-

t Attenuator

dB D

igre in

and

perpendicular to the fibre axis.

e) Couple the prepared end of the fibre to the detector unit. Measure and record power
level P..
0

TS
S E——<«—*>— b | P
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f) La valeur de Fatténuation «I/L» de cet atténuateur est alors donnée par la formule
suivante:

IL = -10log P,/P,

NOTE ~ Le mesurage n’est pas affecté par la perte d'insertion de le raccord temporaire, car cette derniére
ne varie pas entre le mesurage des niveaux de puissance P, et P,

Méthode 2: Méthode par substitution

Cette méthode, utilisant une fibre de référence, est uniquement applicable aux atté-
nuateurs de configuration A.

a) Conformément au schéma ci-dessous, mesurer et en le rliveau de
puissance P,. Dans les cas ou I'atténuateur est variable, pgistrer le
niveau de puissance P, pour tous les réglages de la valeuf d’atténuationi ués dans

la spécification particuliére (SP);

Canfiguration A

P;
S E D
|
2
b) Aprés s’étre assuréx i retirer I'atténuateur du montage ¢’essai;

c) A la place|de insérer la fibre de référence (RF) entre 1a source
d’excitaet e détecte ément au schéma ci-dessous. Mesurer et enre-
gistrer le uNde puissa

e
L3
adr La valour da 'attdnuation I do cot attdnuatanur act alare Annndn nar la formule
} dVHEeHH—G81aH6-RdaHO H—C OGOttt Rt e e 5+—a1o+Ss—aoRRee—pa|

suivante:

IL = -10 log P,/P,

NOTE - Le mesurage est affecté par la différence entre la perte par insertion des deux raccords tempo-
raires, qui prend des valeurs aléatoires. L'importance de cette variation dépend de la précision de
I'alignement de ia fibre, ainsi que de ia différence de diamétre du coeur des fibres et de I'ouverture numé-
rique entre la fibre de référence et la fibre amorce de I'atténuateur.


https://iecnorm.com/api/?name=75dc7cf98723e675f2cd34b29fb92add

869-1 © IEC:1994 -61-

f) The attenuation value "I/L" of this attenuator is then given by the following formula:

IL = -10 log P,/P,

NOTE — The measurement is not affected by the insertion loss of the temporary joint since the latter is not
altered between the measurement of power levels P, and P,

Method 2: Substitution method

This method which makes use of a reference fibre is applicable only to configuration A
attenuators.

powerNgvel

a) leaccordance with the following diagram, measure and recor
In cages where the attenuator is variable, measure and record
value) settings specified in the detail specification.

Configuftation A

L2
b) After ensuring the stabilit ; tenuator from the test set-up.
c) In place of the|re : i the reference fibre (RF) between| the

excitation an with the following diagram. Measure|and

record power

RF
D | P
-—»
L3

IL =-10log P,/P,

NOTE — The measurement is affected by the difference between the insertion loss of the two temporary
joints, which is subject to random variation. The magnitude of this variation depends upon the precision of the
fibre alignment achieved, as well as the difference in the fibre core diameter and numerical aperture between
the reference fibre and attenuator pigtail.
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Méthode 3: Méthode par insertion

Cette méthode, utilisant un jeu de connecteurs de référence (RA et RB) est uniquement
applicable aux atténuateurs de configurations B et C et & certains types d’atténuateurs de
configuration D.

a) Conformément au schéma ci-dessous, mesurer et enregistrer le niveau de
puissance P,. Dans les cas ou l'atténuateur est variable, mesurer et enregistrer le
niveau de puissance P, pour tous les réglages de la valeur d’atténuation indiqués dans
la spécification particuliére.

Configuration B

Atténuateur

RA Py
TJ
S H—| E |— 4+—» Il:} dB D
RN | <—
L4 Ls
Configuration C
P
TJ
S —| E |[— +—>» b
<«

L5

¢.dé\la sfabilité de P,, débrancher et retirer l'attérjuateur du
ention &4 ne pas déplacer les fibres dans Je raccord

RA RB

d) La valeur de I'atténuation «/L» de cet atténuateur est alors donnée par la-formule
suivante:

IL = -10log P,/P,
NOTE — Le mesurage n’est pas affecté par la perte d'insertion du raccord temporaire, car cette derniére ne

varie pas entre le mesurage des niveaux de puissance P1 et PO, mais elle sera affectée par toute variation
des pertes des connecteurs.
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Method 3: Insertion method

This method, which makes use of a reference connector set (RA and RB), is applicable
only to configurations B and C attenuators and some forms of configuration D devices.

a) In accordance with the following diagram, measure and record power level P
In cases where the attenuator is variable, measure and record P, for all attenuat:on
value settings specified in the detail specification.

Configuration B

Attenuator

o RA RB Py
S H— E — ——p I U dB <\ D
[~
L4
Configufation C O@
Attenuat
RB Py
: —
|«—
L5
b) Af{ i 3 > sconnect and remove the attenuator from thel test
set-up, i 8 hetibres in the temporary joint.
c)C 'the ‘ he reference connector set together. Measure and record
pow
A RB

<—>‘ l‘ - .
L4 LS

d) The attenuation value "IL" is given by the following formula:

IL=-10log P,/P,

NOTE - The measurement is not affected by the insertion loss of the temporary joint since the latter is not
altered between the measurement of power levels P and P0 but will be affected by any connector ioss
variations.
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Détails a spécifier
Les détails suivants, doivent, selon le cas, étre indiqués dans la spécification applicable:
— méthode (1, 2 ou 3);
~ élément source S;
- élément d’excitation E;
— élément détecteur D;

— conditions d’injection;
- perte supplémentaire admissible due aux jeux de connecteurs;

— perte supplémentaire admissible due aux raccords temporaires;
— procédure de préconditionnement;

— procédure de reprise;
- réglage(s) d’atténuation auxquels les mesures sont
— exigence relative a la qualité de fonctionneme
— écarts par rapport a la procédure d'essai sia

— lalongueur L1;
- lalongueur L2;
— lalongueur L1,

Autres détails a spéci

— lalongueu

— lalongueu
- lalo

Le but de la présente procédure est de mesurer la réflectance, due & un atténuateur a
fibres optiques. La réflectance est le mesurage de la fraction de la puissance d'entrée qui
est renvoyée suivant le chemin optique d’entrée d’'un composant optique tel qu'un atté-
nuateur. La perte par réflexion ou réflectance, causée par un atténuateur & fibres
optiques, peut étre due a une différence d’indice de réfraction entre deux composants
adjacents. Elle dépend également de plusieurs facteurs tels que la variation de I'indice de
réfraction, la largeur des raies spectrales ou la longueur de cohérence de la source, la
texture de la surface, ou la proximité des accés optiques, etc.
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Details to be specified

The tollowing details, as applicable, shall be specified in the detail specification:

- method 1, 2 or 3;

-~ source unit S;

— excitation unit E;

— detector unit D;

— launch conditions;

— allowable added loss due to connector sets;

— allowable added loss due to temporary joints;

- preconditioning procedure;

— rgcovery procedure;

— aftenuation setting(s) at which measurements are taken;
- performance requirements;

— deviations from standard test procedures.
Additional details to be specified for method 1:
— lgngth L1;
— lgngth L2;
— lgngth L’'1.
ied e o%

Additional details to be sp

— lgngth L1;

— lgngth L2;
—~ lgngth L3.Q

4.3.5

Purposé

The purpose of this procedure is to measure the return loss of an attenuator. Return loss
is the measure of the fraction of input power that is returned along an input path of an
optical component such as an attenuator. The return of the attenuator can be produced by
a difference in the index of refraction of any adjacent components. It is also dependent on
many factors such as change of refractive index, spectral line width or coherence length of
the source, surface texture, proximity of optical ports, etc.
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Les mémes conditions d'injection utilisées pour la mesure de la valeur d’atténua-
tion (4.3.4) sont utilisées pour la mesure de la réflectance.

Description générale

Le mesurage est effectué en comparant la puissance optique incidente transmise & travers
un connecteur avec la puissance optique réfléchie. le mesurage de la réflectance est
généralement effectué a I'aide d’un dispositif de couplage. I est nécessaire de s'assurer
que les indices de réfraction des raccords temporaires sont adaptés, afin de minimiser les

réf

lexions entre les extrémités des fibres.

A

L3
va

pareillage

ppareillage comprend les mémes éléments que ceu
eur d’atténuation (4.3.4) auxquels s’ajoutent les deux

T

réfraction approprié; autrement, i

de

rminateur anti-réflectance ART

suppression prescrit doit étre prégisé

‘immerger
'indice de
Le niveau

s_pofies, réalisé ou choisi avec précisign utilisé a
ansfert a des caractéristiques précises gt indépen-

de qualité

nt étre précisés dans la spécification particyliére.

imputable

ge est prise en compte lors du mesurage de la réflectance. Autre-

¥¥ment au schéma ci-dessous,

mesurer et enregistrer le

TJ

RBD

Td

niveau de
RF
Dy
Po
N
>
L3
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Launch conditions

The same launch conditions used for measuring attenuation value (4.3.4) are used for

measuring return loss.

General description

The measurement is made by comparing the incident optical power transmitted through
the attenuator with the reflected optical power. The measurement of reflected power is
achieved by using a reference branching device. it is necessary to ensure that temporary
joints are refractive index matched so as to minimize reflections between the fibre end

faces.

Apparatlis

The applaratus consists of the same elements for measuring atten
the following two elements:

Anti-reflpction terminator ART
This is &
glass/ai

refractiv
suppres

Referenge branching devicé \RBD

Such a|device is a preciseg ed’ three port branching device use

measurement purpgs
of the input opti@
shall be|specified |

Procedyre

and

N the

itable

el of

d for

ixJis accurately characterized and independent

teria

Care muy QN Wi ng this measurement to ensure that the power loss attfibut-
able to device is taken into account when measuring the reflected power
otherwis i ill be obtained
a) IT accordance-with the following diagram, measure and record power level P,.
TJ 1 5 TJ RF
s E - RBD N D,
3 P,

L3
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b) Aprés s’éire assuré de la stabilité de P,, retirer D, du montage d’essai; raccorder
'extrémité de la fibre de référence a une connexion de sortie pour supprimer la
réflexion conformément au niveau prescrit par la spécification particuliére applicable,
en faisant attention a ne pas déplacer les fibres dans le raccord temporaire. Mesurer et
enregistrer le niveau de puissance Py’

T4 1 2 TJ RF D
S E p——— 4t—>» RBD S e > ART
<
3
e
Y1
Py’

c) Aprés s'étre assuré de la stabilité de Py, retirer la fib [} montage
d’'essai.

d) Insérer 'atténuateur conformément a I'un des se rer et enre-

gistrer le niveau de puissance Py

NOTES

ig a pocte d'accés dont la réfifctance n'est
im Sfléxion.

B et C/les portes doivent étre reliées a un jeu
s fibrés amorce dont les longueurs 14 et L5 (voir
an particulieére. L'extrémité de la fibre doit étre

C
Atténuateur
<—
dB ART
%
3
|+ | ]
L1 L2
D1
P1’
configuration B
Atténuateur
RA RB
TJ 1 2 TJ <
S —| E +— «—» — RBD|— -—>» dB ——HI—)ART
<___
3
|~ -~
L4 LS
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b) After ensuring the stability of P,, remove D, trom the test set-up; terminate the end
of the reference fibre to suppress reflection, taking care not to displace the fibres in the

temporary joint. Measure and record power level Py’

TJ 2 RF <
S E < RBD D e > ART
%__
3
c) A D
d) In and
recor
NOTE
1 Fq not being measured shall be
termin
2 Fd ed to a reference connectpr set
(RA ar below) specified in the detail specifi-
cation
Configy
Attenuator
s D — dB —> ART
|+ |
L1 L2
b,
P1'
Configuratiom B
Attenuator
RA RB
TJ 1 2 TJ <
S | E — <4—» —} RBD}— +—» — dB —HFART
é—.——
3
|~ -~
L4 L5
D
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Configuration C
Atténuateur

Tt 2 T RA o s—

S —| E +— <«—» — RBD|— *«—» ——— dB I——)ART
e_

3
- P
L4 L5
b,
Py
e) La réflectance «RL» de 'atténuateur est donnée par la formule suivante:

]
P=s
P
[¢]
[
-+
o
O
(]
<D
=
Q,
@
3
=
o
(4]
—_
-
o
>
(%1
-
<
=3
Q
c
=3
w
°
o
2.
=

mesuré (voir la CEl 875-1).

NOTES

3 La méthode applicable aux atté

4 Le niveau P’ doit étre compatifie avec I'exig
dans la spécification particuliére.

ce

répétitive.

6 1l conyient de noter\guie
lorsqu'il g
précision deAa e

- élément source S:

érence précgdemment

uateurs’\de configuration ;dé pendra de la porte spécifique a travers
lagquelle la réflectance est mesurée. Caite méthode sera indiquée dans la spécification particullére.

elative & I'exactitude de mesure quilest indiquée

5 On suppose queg i { jectéedans la fibre de référence est égale alla puissance

ut affecter la

bnuateur que
mpossible de

plicable:

— élément d’excitation E;

— conditions d’injection;

- dispositif de couplage de rétérence y compris la valeur t,5;
— élément détecteur D;

— raccord temporaire;

— prescription de qualité de fonctionnement;

— écart par rapport & la procédure d’essai standard;

— extracteur de modes de gaine;
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Configuration C

ey T

Attenuator

RA RB
TJ 1 2 Td D —
S | E — <%—» — RBD|— 4—» ——— dB ART
&_

3
- -—
L4 Ls
by
p.’

where t,; is the previously measured transfer coefficigr

(see 1EQ 875-1).

NOTE

3 The applicable method for configuration
the ret

4 The power level Po’ shall be compatiblg
detail $pecification.

5§ it

6 It
perfec

measu

7 TH

ration

from th

Details 1

The follg

A"

birn foss is being measured. This will be

should be
refractiv
Fement.

vice

vhich

h the

i into

d im-
the

nfigu-
ution

— s¢urce unit S;

— excitation unit E;

— launch conditions;

— reference branching device including ¢

23+

— detector unit D;

— temporary joint;

— performance requirement;

— deviation from standard test procedure;

— cladding mode stripper;
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- longueurs des fibres L1, L2, L3, L4 et L5;
— réglages d’atténuation auxquels les mesures sont prises.

4.3.6 Sensibilité a la longueur d’onde
Objet
Les dispositifs de mesure utilisés dans le présent paragraphe sont étendus afin de fournir

des informations relatives a la valeur d’atténuation et aux valeurs de réflectance en
fonction de la longueur d’onde.

Ddscription genérale

A |'exception de ce qui est indiqué ci-dessous, les procédure S tives a la
sefnsibilité spectrale de la valeur de P'atténuation et de la réfl (o iques aux
procédures correspondantes respectivement indiquées ery4.3\4 & )

Lep valeurs d'atténuation et de réflectance sensi ) des sont
coftventionnellement présentées, soit en format tablea it\en f le, comme
indiqué ci-apres.

Format de tableau

Pour chaque réglage des valeurs
si nécessaire, un tableau séparé:

ens de la transmission| il y aura,

Longueur d'onde \( leur de I'atténuation Puissance réflécljie
am (\ d dB

\) IL(Aq) RL (i)

IL () RL(A5)

(\& IL(A) RL(A)
N\ NS

Fdrmat.graphigue (Exemple: Valeur de F'atténuation)

Pour chaque réglage des valeurs de P'atténuateur et du sens de la transmission, il y aura,
si nécessaire, une représentation graphique séparée:
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— fibre lengths L1, L2, L3, L4 and L5;

— attenuation settings at which measurements are taken.

4.3.6 Wavelength dependence

Purpose

The measurement systems used in this subclause are extended to provide information on

-73 -

the attenuation value and return loss values as a function of wavelength.

Genera

Except

in4.3.4

The wa

Tabular

For eac

aescription

and 4.3.5 respectively.

format

a separate table:

elength dependent values of attenuation value a
displaydd either in tabular or graphical format as showr

W attenuator value setting and diraction o

, if applicable, there will be

3
BN ARG

Return loss
dB
Ay IL () RL (1)
Ag % IL (hg) AL ()
N S > L) AL ()

Graphig

w/
al format ( mple: Attenuation value)

For each attenuator value setting and direction of transmission, if applicable, there will be

a separate graph.
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Perte par 4
insertion (dB)
&/
[N\,
CEH S
Appareillage

L’
vd
dgit comporter un composant de sélection d
tepr ou des filtres permettant d’effectuer ce

cq
I'g
d

dernier, mai

seulement si RBD et D, ne sont pas inclus dans le montage d’ess

(94

sure de la

nt source
nochroma-
5 d’onde.

spositif de

‘excitation et

b un signal

, le signal
penserla
la mesure

hase d’'une

e réglable
la source.
face de ce
i

Méthode 1: Méthode par coupure

Cette méthode est uniquement applicable aux atténuateurs de configuration A:

a) Conformément au schéma ci-dessous, mesurer et enregistrer les niveaux de
puissance P,(1), tout en faisant varier la longueur d’'onde réglable dans le domaine de

longueurs d'onde spécifié.


https://iecnorm.com/api/?name=75dc7cf98723e675f2cd34b29fb92add

869-1 © IEC:1994 -75 -

Insertion
loss (dB)

IL(X)

Wavelength (ng{

Apparatls

The appjaratus consists of the same elements for measuring
and retyrn loss (4.3.5), except that the source unit s
component such as a monochromator or filters to
perform

ngth sele
isurements t¢ be

3.4)
ctive

4.3.6.1

In each ring
detector itat unit and attenuator under fest.
The outj : | to stabilize the source unit ppwer
output. 4 \ the
detector] he source unit. If the stability is already

sufficient for th 5 ired, RBD and D, may be deleted fron} the
test set-

It may b iblg o surement accuracy by using phase sensitive d¢tec-
tion of a i

In each
filters, ¢
possibl
RBD an D1 are '\
sensitive:

corporated into, or located in front of the detector unit, but o

ethods, the adjustable wavelength element (monochromgator,
» be an integral component of the source unit. It is alternatjvely

ly if

included in the test set-up, since the RBD may also be wavelgngth

Method 1: Cut-back method

This method is applicable only to configuration A attenuators:

a) In accordance with the following diagram, measure and record power levels P,(}),
while scanning the adjustable wavelength element through the specified wavelength

range.
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Atténuateur

Py )
TJ . 2 TJ
s E — -—>» RBD - ———] dB D
3
~— ||
L1 L2
D,
ent 4 la
méthode 1 spécifiée en 4.3.4, pour obtenir Po(X) et IL(A).
Méthode 2: Méthode par substitution
Cette méthode est uniquement applicable aux atténuateurs\dexcéntiguration A:
a) Conformément au schéma ci-dessous, mesure e istrer les njveaux de
puissance P,(A), tout en faisant varier la lo ble dans le dpmaine de
longueurs d’ondes spécifié.
Atténuateur P1 o
TJ .
3 E [ +—> RBD dB D
(]
3
|[«— |
L1 12
yrage décrit ci-dessus en procédant conformément 3 la
, pour obtenir Py(4) et IL(}).
par insertion
Cette méthode, \utilisant un jeu de connecteurs de référence (RA et RB) est uniquement
applicable aux-atténuateurs de configuration B et C:

a) Conformément au schéma ci-dessous, mesurer et enregistrer les niveaux de
puissance P,(}), tout en faisant varier la longueur d’onde réglable dans le domaine de
longueurs d’onde spécifié;
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Attenuator

TJ TJ
S E b— <-—>» RBD +— — dB D

b) to

Py(%) and L(x) )

Method|2: Substitution method

This method is applicable only to configuration A attenuators

a) In|accordance with the following diagram, mea vef levels A,(A),
whilel scanning the adjustable wavelength elemgnt Pre ified wavelgngth
range.
P1(A)
TJ .
S E [— - RBD D
|«—s|
L1 L2
> <
b) to above according to method 2, 4.3.4, to optain

J eas
Py
Method 3 od
This me nakes use of a reference connector set (RA and RB), is appligable
only to ¢opfiguration.B and C attenuators:

a) In accordance with the following diagram, measure and record power levels 1(7»),
while scanning the adjustable wavelength element through the specified wavelength
range;
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Configuration B

Atténuateur P.(\)
RA rRB 1
TJ 1 2 TJ
s E_.__._RBD*«_._I[F " ﬂl_ 0
3
L4 Ls
D

Cdanfiguration C

@\w\u teur p1(;~)
RA RB
TJ 1 2 TJ B
S —| E t— <—» — RBD — €+—» —— I D

l <———>|
15

b) a d) Poursuivre le mesurage décti
méthode 3 spécifié

Ssus en procédant conformément 3 la

Un sféreyce RBD et une fibre de référence RF sont|sélection-
né Fiptions de la spécification particuliere relative a 'afténuateur
soumis 2 i i couplage de référence doit nécessairement étrg un dispo-
sit 3 ioR rs). Il est
né ) er que les indices de réfraction des raccords tempo:lires sont
ad N R

D4
chfomateur, i

e indiquée ci-dessous, I'élément a longueur d’onde réglable (mono-
gs, etc.) est considéré comme un composant intégral de la sourcp:

a) Conformément au schéma ci-dessous, mesurer et enregisirer les niveaux de
puissance P,(1), tout en faisant varier la longueur d'onde réglable dans le domaine de
longueurs d’onde spécifié;
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Configuration B

TJ 1 2 T
S E — €—» —] RBD—H—IH—
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Attenuator

Configufation C

b) to
Po(2)

4.3.6.2

A refere
be a copfiguratio

that temporary~joi
flections

in the fd

TJ 1 2 Td
+—» —+ RBD — +—» — [@

A\de

nder test. The reference branching device
nconnectorized pigtails). It is necessary to e

P ()

with

ust
ure
re-

etc.)

oA,

while scanning the adjustable wavelength element through the specified wavelength

range;
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Poh)

TS 1 2 W RF
s —| e }— «——> — RBD[— -——» b

L3

b) & e) Poursuivre le mesurage décrit ci-dessus en procéda nt & 4.3.5,
pour obtenir Py’ (A), Py” (A) et donc pour calculer la valeur de la g RL(A) en
fonction de la longueur d’'onde.

Details a spécifier

Less détails suivants doivent, le cas échéant, étre applicable:

— longueurs des fibres L1, L1, L2, L3,
— élément source S;
— élément d’excitation E:

4.3.8 Variation de la puissance optique transmise

Objet

Le but de cette procédure est de mesurer la variation de la puissance optique transmise
qui peut étre obtenue & partir d’'un essai en environnement (essai initial).
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Pod)

TJ 1 2 TJ RF
S —| E +— <«—>» — RBD|— +—>» D,

L3

b) to|e) Continue the measurement as above according to 4.3.5
P,’(*) and hence calculate the wavelength dependent return loss va

0 oN'(x),

Details tp be specified

The follgwing details, as applicable, shall be specified

— fikre lengths L1, L'1, L2, L3, L4 and L5;
— squrce unit S;

— excitation unit E;
— lapnch conditions;

Under cpnsideration.

4.3.8 Change in transmittance

Purpose

The burpose of this procedure is to measure the change in transmittance which may result
from an environmental test.
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Cette procédure est utilisée pour contrdler le facteur de transmission sur une période de
temps donnée. Elle est utilisée conjointement aux essais mécaniques, climatiques ou
d'environnement d’'un atténuateur. Comme illustré sur la figure 3, cet essai est souvent
configuré de maniére a contréler simultanément plusieurs atténuateurs soumis aux mémes

essais.
Appareillage

L'appareillage se compose des éléments suivants:

— element source;

— élément d’excitation multivoie;
— élément détecteur multivoie;
- raccords temporaires pour fixer les atténuateurs a
— instrumentation électronique d’acquisition des dén

La

configuration A.

ctle

saipour atténd

urs;

ateurs de

1 Td Q <\\ e

£ — < - > B
L \d\
E \
y \J 2
E -> d
N
T . *

o > ‘ Elément

| Enceinte . détecteur
D all d'essai ivoi
0 i) . multivoie
S
o b N\ €~ = dB
U
R
c
£ ref P0 (ref)
— € - > —

TCMOOMOODD

NOTE - U'enceinte d'essai est définie dans I'essai en environnement.

Figure 3

Elément source/Elément d’excitation multivoie

Les voies multiples de transmission de la puissance optique sont réalisées en injectant
la puissance d’'une source optique unique, dans un élément d’excitation multivoie. La
stabilité de la source et les conditions d’injection sont précisées dans la spécification

particuliére.
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General description

This procedure is used to monitor the transmittance over a period of time. It is employed
in conjunction with mechanical, climatic or environmental testing of an attenuator. As illus-
trated in figure 3, this test is frequently configured so as to simuitaneously monitor several

attenuators undergoing the same test.

Apparatus

The apparatus consists of:

-83-—

— al|source unit;
— a|multi-channel excitation unit;
— a|multi-channel detector unit;
— tgmporary joints for attaching the attenuators to the sour.
— electronic instrumentation for data acquisition.
The measurement set-up is functionally illustrated” in
attenuafors
(\ G
o QN 3w
— €- > dB
: S
o Py
U — € - 3 g8 —F
R [ Q \j
c Multi-chennel : *
E excita \/> S .
. < hamber
unit . .
U
N Pn
i - T dB
T
ref Po (ref)
S < . p—

Multi-channel
detector
unit

TOoOWLMOOIT

NOTE - The test chamber requirements are defined in the environmental test

Figure 3

Source unit/Multi-channel excitation unit

The multiple channels of optical power are achieved by using a single optical source
launching power into a multichannel excitation unit. The source stability and launch condi-

tions are prescribed in the detail specification.
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L’élément source doit émettre des longueurs d'ondes compatibles avec les fibres utilisées
dans I'essai. La puissance doit étre moduiée ou non modulée selon le cas, afin d’obtenir
la sensibilité et la stabilité prescrites pour le systéme.

Détecteurs

Les détecteurs doivent présenter une zone de détection active suffisante et doivent étre
placés suffisamment prés de I'extrémité de la fibre au niveau du raccord temporaire, afin
de détecter tous les rayonnements émis par elle. Il n'est pas nécessaire d’adapter la
sensibilité créte de chaque détecteur ni d’effectuer un étalonnage absolu si la linéarité
peut étre assurée.

Ef ce qui concerne les signaux non modulés, il est recommandé dftilisex des_diiodes PIN

photovoltaiques en raison de leur linéarité et de leur faible cour .|l convient
dg les utiliser au sein d’'une électronique bien filtrée pour minip

En ce qui concerne les signaux modulés, il est reco iodes PIN
photoconductives en raison de leur faible bruit et de réquence.
Il convient de les utiliser au sein d’'une électroniqué Iruit. Il est
pgssible d'utiliser des techniques de détectio pports de
signal a bruit maximums.

Raccords temporaires

L6 tables au cours de la période de
cq :

1 gpigsures par fusion ou autres moyens dispo-
E

D¢ gs pour s’assurer que les modes de gaine n aflectent pas
le de gaine doivent étre extraits soit en fonction naturelle de la

lo en ajoutant des extracteurs de modes de gaine a|la fois au
ni ¥ et de sortie de chaque dispositif soumis a I'essai.
lecture ou
3s derniers

étant plus prathues Les dlsposmfs proposes pour convertlr les sortles des détecteurs en
quotient incluent les voltmeétres & affichage numérique ou les amplificateurs synchrones
ayant une capacité de quotient, des modules diviseurs de tensions, des amplificateurs de
quotients ou des convertisseurs A/D pourvus d’une entrée de référence externe.

Procédure

a) Installer la fibre de référence. La fibre doit étre identique a celie utilisée avec
I'éprouvette et doit étre protégée contre tout conditionnement climatique susceptible de
modifier son atténuation;

b) lInstaller les éprouvettes;
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The source unit shall emit wavelengths suitable for the fibres used in the test. The power
shall be modulated or unmodulated as required to achieve the required sensitivity and
stability of the system.

Detectors

The detectors shall be of sufficient active area and placed sufficiently close to the end of
the fibre to detect all radiation emitted from it. The individual detectors need not be
matched in peak responsivity nor be calibrated absolutely if linearity can be assured.

linearity] and low dark current. These should operate into well fil igs to

For unmodulated signals, photovoltaic PIN diodes are recommended bpecause of [their
ectronig
minimizg noise.

their
roni¢s to
ve maximum

For modglulated signals, photoconductive PIN diodes are reco
low noige and good frequency response. These should op
reduce noise. Synchronous detection techniques may be
signal t¢ noise ratio.

Temporgry joints

The temporary joints, TJ, shall be sufficiently stab ver th quired monitoring perigd.

Commefcially available
requirements may be

%

r other means to fulfill the stapility

Claddin|

Precaut
Claddin
adding
test.

Process

Instrume
record ¢ .
detector output to a ratio include digital voltmeters or Iockmg ampllfler wuth ratlo capabmty,

voltage divider module, ratio amplifiers or A/D converters with provision for an external
reference input.

Procedure

a) Install the reference fibre. The fibre shall be identical to that used with the test
specimen and shall be protected from any environmental conditioning that might
change its attenuation;

b) Install the test specimens;
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c) Stabiliser et enregistrer tous les niveaux de puissance. A linstant initial prescrit
dans la spécification applicable, enregistrer les niveaux de puissance relatifs & chaque
éprouvette et a la fibre de référence. Ce niveau de puissance est désigné par P;

d) A linstant prescrit dans la spécification applicable, lire les niveaux de puissance
relatifs & chaque éprouvette et a la fibre de rétérence. Ce niveau de puissance est
désigné par P;
e) Calculer la variation de la puissance optique transmise & I'aide de I'équation
suivante:

P

§
Variation de puissance {dB) = 10log |——

'S
t

C

QD

Cq

f) Corriger la variation de puissance non corrigée relative\a\chagueé\ép 5uvette en

calcul doit étre effectué pour chaque éprouvette et pou

NOTES

1 Pour ce qui concerne les atténuateurs de configyration B et\C\\i 8 i ‘utili des jeux de
connecteurs de référence (RA et RB) munis de fibres amorge, com stré dans les schénjas suivants.
Dans ces cas, les résultats obtenus jncluent 1€s i qnnecteurs fixes, qui gont situés a
I'intérieur de I’enceinte d'essai, en adcord ave de Vatténuateur

2  La fibre/le cable, inclus(e) dans e cana ibre/un/cable identique dont une partie doit, le
cas échéant, étre contenue dans I'e i. ‘Cela compense les effets climatiques sur la fibre/le
cable supplémentaire qui a été fixé( e uateur, dans les autres canaux, § des fins de
mesurage, mais qui ne fait pas partie\du d & ddns la spécification applicable

bnfiguration B

Atténuateur
A RB

dB | D | p

Enceinte d’'essai
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c) Stabilize and record all power levels. At the initial time prescribed in the relevant
specification, record the power levels for each specimen and the reference fibre. This

power level is designated P;

d) At the prescribed time specified in the relevant specification, read the power levels
for each test specimen and the reference fibre. This power level is designated Py

e) Calculate the change in transmittance using the following equation:

P.

]
Power change (dB) = 10log |—

t

f) Cprrect each specimen’s uncorrected transmittance change b
mittapce change for the reference fibre.

This cal¢ulation shall be made for each specimen and for th

NOTE

7

[ans-

1 Fgr configuration B or C attenuators, it is necessary to gmplo S B (RA
and RB), as shown in the following diagrams. In these cases) the(reguits obtainedNg from
the atthched connector, which are located within the test €ha

2  The fibre/cable included in channel "ref ppro-
priate,| be contained in the test chamber. for epvironmental effects on any addjtional
fibre/cpble which is attached to the attenuator ports i but is
not part of the device specified in the detail specification.

Configutation B x
\> Attenuator
A RB
dB — D P,

Test chamber
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Configuration C

Atténuateur
RA

TJ
— — —— dB

Enceinte d’essai

RB

869-1 © CEI:1994

Details a spécifier

Leis détails suivants doivent, selon le cas applicable
applicable: '

~ élément source S;
— élément d’excitation E;

— conditions d’injection;
— élément détecteur D;
— extracteur de mode de gai
— longueurs de fibres L
- réglages d’ i eslres sont prises;
- prescriptio

_ i,nte

Obj

Lg
ra

écification

Ns détério-

ou en mode continu.

Description générale

e, pulsée

L'essai sera effectué sur un atténuateur qui a été précédemment soumis & des mesures.
Les variations des caractéristiques de l'atténuateur résultant de cet essai indiqueront
normalement une détérioration permanente. Les paramétres a mesurer et les variations

admissibles seront indiqués dans la spécification particuliére.
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Configuration C

Attenuator
RA RB

AL - -

Test chamber

The folig

— sgurce unit S;
— excitation unit E;

— ldaunch mode conditions;
— detector unit D;

— cladding mode stripper;
— fibre lengths L1, L2;
tenuation setting(

S

are taken;

4.3.9

Purposeé

This test measures the ability of an attenuator to operate without permanent damage \«lvhen

subjected-to-a-high-optical powerinput—pulsed-orGW-

General description

The test will be performed on an attenuator which has previously been measured.
Changes in the attenuator characteristics resulting from this test will normally indicate
permanent damage. The parameters to be measured and the allowable changes will be
specified in the detail specification.
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Avertissement. Les niveaux de puissance impliqués dans cet essai sont associés a des
risques potentiels (Iésions oculaires). Voir la CEIl 825.

Appareillage

Sauf indication contraire dans la spécification particuliére, I'appareillage d’essai suivant
doit étre utilisé:

Atténuateur
Td <—
s E - dB ——>ART
6..._
La source doit étre un laser trés puissant ayant une puissance b domaine
de longueurs d’'onde de fonctionnement nominal de P'atténua i puissance
injectée (en mode continu et/ou pulsé) doit étre mdlque ) i hrticuliére.
Pqur un atténuateur variable, il est possible que ce ende des
réglages de I'atténuation.
Procédure
a) Essai en mode continu
e continu
£e a satu-
é injectée
ateur sont
remesurés a l'aj 'Une S¢ 5 caracté-
ristiques sont calc
b) Essai par
L‘essai‘ Fite en a),
sauf que g4
De
Le
insi que les

— la durée de I'exposition & la puissance élevée;

— écart par rapport a la procédure d'essai standard;
— prescriptions de qualité de fonctionnement.

Pour ce qui concerne l'essai par impulsions, les paramétres d'essai supplémentaires
suivants doivent étre indiqués dans la spécification particuliére:

— la puissance en créte de modulation;
— l'amplitude et la cadence de récurrence des impulsions;

— la durée de I'exposition a la puissance élevée ou le nombre d'impulsions.
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Warning: There are potential hazards (eye damage) associated with power levels involved
in this test. Refer to IEC 825.

Apparatus
Unless otherwise stated in the detail specification, the following test apparatus shall be

used:

Attenuator

TJ A I—
S E > dB ——>ART

wavelength range of the attenuator. The launch power level (CW &
specified in the detail specification. For a variable attenuator thi
on the attenuation settings.

Procedyre

a) CW test

Powgr from a CW high power soutce
such[that it fully fills the input port
the gttenuator for a specified leng

into
are

—
?
3
€D
V]
[723
o
-
D
Q
[
@.
o

«©Q
Qo
)
3

°
Q
=
4]
=
724
o
c
(2]
o
[*3

b) Puilse test

The test shall@ar

Details

able

— theJaunch power(s) for the high power exposure;

— the duration of the high power exposure;

— deviation from standard test procedure;

— performance requirement.
For the pulse test, the following additional test parameters shall be specified in the detail
specification:

— peak pulse power;

~ pulse width and repetition rate;

— duration of high power exposure or number of pulses.
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4.4  Procédures d'essais d’environnement

Il est admis d'utiliser, de maniére non limitative, les procédures d'essais d’environnement
pour les essais de contréle de la qualité, a partir des essais énumérés dans le tableau 3.

Les effets de ces essais peuvent inclure, mais de maniére non exhaustive, ce qui suit:
— une détérioration physique telle que le desserrage de piéces, l'usure, la défor-
mation physique et les défaillances par fatigue de piéces mécaniques;

— des modifications provisoires ou permanentes des caractéristiques optiques de
I'éprouvette;

— une détérioration physique de l'atténuateur.

Il lest possible d’évaluer les effets en effectuant des mesures j esures au
cqurs de l'essai et des mesures finales, selon le cas approprié/
Lgs mesurages a effectuer, les temps alloués pour effectder exigences
a patisfaire, doivent étre indiqués dans la spécificatio
Tableau 3 - Liste des procédur?/d_’bssa\' d’&hvirontiement
2N
2 raph
Procédure \\(\\) / /\ N Paragraphe
Vibrations \J 44.1
Efficacité de la fixation deia fi X 442
Charge statique 443
Traction 444
Torsion 445
446
447
448
449
88i 4.4.10
4.4.11
4412
A 4413
4414
4.4.15
4.4.16
4417
\ 4418
4419
équence climatique ‘ 4.4.20
ndensation 4.4.21
Variation de température 4422
Etanchéité {atténuateurs-tanchos) 4423
Etanchéité (immersion dans {'eau) 4.4.24
Etanchéité (herméticité) 44.25
Brouillard salin 4426
Poussiére 4427
Atmosphére industrielle 4428
Basse pression atmosphérique 4.4.29
Rayonnement solaire 4.4.30
Rayonnement nucléaire 4.4.31
Endurance mécanique 4.4.32
Endurance a haute température 4.4.33
Résistance aux solvants et aux fluides contaminants 4434
Nutation 4435
Inflammabilité 4436
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4.4  Environmental test procedures

The environmental test procedures to be used for quality assessment testing may be
selected from, but are not limited to the tests listed in table 3.

The eftects of these tests may include, but are not limited to the following:

The effe

physical damage such as loosening of parts, wear, physical distortion and fatigue
failures to mechanical parts;

temporary or permanent changes to the optical characteristics of the specimen;

mechanical damage to the attenuator.

test, and final measurements as appropriate.

The measurements to be made, the time allocated for the
requiren i

cts may be evaluated by making initial measurements, measuréments d

ing

Procedure \) / S%se
- QNLA
Vibration 4.1
Effectiveness of fibre or ferrule retentio! \j\{z
Static load 443
Pulling 444
Torsion 445
Strength of cQu 446
Bending momen 447
Bump 448
Shock 449
4.4.10
4.4.11
4412
4.4.13
4.4.14
4415
4.4.16
4.4.17
4418
4.4.19
4.4.20
4421
Change of temperature 4422
Qoaung_‘sgajgdw&ae) 4423
Sealing (water immersion) 4.4.24
Sealing (hermetic)) 4425
Salt mist 4.4.26
Dust 4427
Industrial atmosphere 4.4.28
Low air pressure 4429
Solar radiation 4430
Nuclear radiation 4.4.31
Mechanical endurance 4432
High temperature endurance 4.4.33
Resistance to solvents and contaminating fluids 4.4.34
Nutation 4435
Flammability 4.4.36

the

the
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4.4.1  Vibration (sinusoidale)

La présente procédure est appliquée conformément a I'essai Fc de la CEl 68-2-6.
Objet

Le but de cette procédure est d'évaluer les effets des vibrations sur les éprouvettes, aux
gammes et aux valeurs de fréquence prédominantes, susceptibles d'étre rencontrées
pendant le fonctionnement normal. La plupart des vibrations rencontrées au cours du fonc-
tionnement normal ne sont pas uniquement de nature harmonique. Cependant, les essais
fondés sur ce type de vibrations se sont avérés satisfaisants pour simuler le fonction-
nement réel sur le terrain.

Description générale

Une éprouvette est installée sur un générateur de vibrations iSe\g Wibrations
siqusoidales. L’éprouvette est soumise aux vibrations¢dans 3 dhi i perpendi-

cujaires entre elles, dont une est paralléle a I'axe opfique { ibrations est
spgcifiée, soit en termes de déplacement cons : tcélération
constante. Différentes méthodes sont combinég différentes procé-
dures de I'essai Fc de la CEl 68-2-6.

Appareillage

L'appareillage se compose des élément

L'appareillage dgit 6 ipti i ’ i | 68-2-6.
P

Aq El 68-2-6.
L'¢ hdiculaires

Lg sévérité comprend la gamme de fréquence, I'amplitude de la vibration et I3 durée de
I'essai” d’endurance suivant chaque axe. La sévérité doit étre précisée dans[la spécifi-
cation applicable.

Les séverités préférentielles suivantes doivent, si nécessaire, étre indiquées dans la
spécification applicable.
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4.4.1 Vibration (sinusoidal)

This procedure is conducted in accordance with IEC 68-2-6, test Fc.

Purpose

The purpose of this procedure is to evaluate the effects of vibration on specimens at the
predominant frequency ranges and magnitudes that may be encountered during field
service. Most vibration encountered in field service is not of a simple harmonic nature.
However, tests based on vibrations of this type have proved satisfactory to simulate actual
field service.

Generaf description

A specimen is mounted to a vibration generator and vibrated with a'si

is parallel to the optical axis. The vibration amplitude je
constant disptacement or constant acceleration. Various~methods qre
different procedures in IEC 68-2-6, test Fc.

Apparatus

The apparatus consists of:

— g vibration generator;
— guitable specimen mounti

The apparatus shall be
Procedure Q

Condud 3 ]CCU e with |IEC 68-2-6, test Fc. The specimen shall be
vibrated i : sendicular axes. The vibration endurance shall be perfgrmed
by sweppi

Severily

The sdvetity consists of the combination of frequency range, vibration amplitude and
endura i i i ified i ificatjon.

The following preferred severities are non-mandatory severities which may be specified for
this procedure.
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Gamme de fréquences Amplitude des vibrations
Hz
10-56 Déplacement constant de 0,75 mm
10-150 (jusqu'a 60 Hz)
10-500
10-2 000 Accélération constante de 98 m/s?
10-5 000 (au-dessus de 60 Hz)
Durée de I'endurance 10 min dans chaque direction spécifiée
par axe 30 min dans chaque direction spécifiée

lw]

étails a spécifier

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre indiqué : ification|applicable:

— la gamme de fréquences;

— lamplitude de la vibration;

— la durée de 'essai d’endurance par 2
— la méthode de montage,;

’

embout

nuateurs de

Le but de cette procédure est de vérifier que le blocage ou la fixation de la fibre ou de
Pembout dans le connecteur supportera des charges mécaniques susceptibles d'étre
appliquées au cours des opérations d’assemblage ou de manipulation.

Description générale

Le corps du jeu de connecteurs assembiés et raccordés est fixé & un dispositif de fixation
rigide. Une force longitudinale et/ou un couple est (sont) alors appliqué(s) a la fibre ou a
’embout.
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Frequency range Vibration amplitude
Hz
10-55 0,75 mm constant displacement
10-150 (up to 60 Hz)
10-500
10-2.000 98 m/s? constant acceleration
10-5 000 (above 60 Hz)
Endurance duration 10 min in each specified direction
per axis 30 min in each specified direction

Detail to| be specified

The follqwing details, as applicable, shall be specified in the rel€

— f{requency range;

— vipration amplitude;
— endurance duration per axis;
- ethod of mounting;

-~ specimen optically functioning o
— pre-conditioning procedure;
— rgcovery procedure;

— fipal mea@ve e requirements;
— dpviations.

442

Purposé

This tes

The purpose of this procedure is to ensure that the captivation or the attachment ot the
fibre or the ferrule in the connector will withstand mechanical loads such as are likely to
be applied during assembly or handling operations.

General description

The body of the assembled and terminated connector set is fixed to a rigid clamping
device. A longitudinal force and/or torque is then applied to the fibre or the ferrule.
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Appareillage

L'appareillage se compose des éléments suivants:
— un générateur de forces capable d'appliquer, en douceur, les charges requises, a la
cadence spécifiée;

— un dispositif de fixation adapté pour appliquer la (les) charge(s) a la fibre ou a
I"'embout;

— un dispositif de serrage fixe destiné a maintenir fermement I'éprouvette.

Pfoceaure

a) fixer fermement I'éprouvette au dispositif de serrage fixe;

b) fixer le dispositif de fixation a Ia fibre ou a I'embout;
c) appliquer doucement la charge a la cadence spéci
d) maintenir la charge pendant au moins 10 s.

Jévérité

-

a sévérité comprend l'intensitg’d s la spéci-

ication applicabie.

—

pétails a spécifier

applicable:

</ les mesurages finaux et les exigences fonctionnelles;

— les écarts.
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Apparatus

The apparatus consists of:

— a torce generator capable of smoothly applying the required loads at the specified
rate;
— a suitable clamping device to apply the load(s) to the fibre or the ferrule;

— afixed clamping device to securely hold the specimen.

Procedure

a) fix the specimen securely to the fixed clamping device;
b) fik the clamping device to the fibre or the ferrule;

c)
d)

w

moothly apply the load at the specified rate;

=

aintain the load for 10 s minimum.

Severity

The se
relevan{ specification.

the

Details to be specified

The foll

rte(s)of@ i
— ppint of applicati

final measurerments and performance requirements;

— deviations:
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4.4.3 Charge statique

Objet

Le présent essai est applicable aux atténuateurs munis de connecteurs. Le but de cette
procédure est de vérifier qu'un jeu de connecteurs monté sur panneau supportera des
forces de cisaillement susceptibles d'étre appliquées pendant le fonctionnement normal.

Description générale

L'éprouvette est installée sur une plaque métallique simulant la méthode de montage
normal. Une force de cisaillement continue est doucement appliquée au corps du connec-

tedir.

Af

L'gppareillage se compose des éléments suivants:

Pr

Y

Lg
ca

De

pareillage

— un générateur de forces capable d’appliquer;
cadence spécifiée;

— une plaque métallique rigide destinée &

pcédure

vérité

sévérité@

—-{,1¢'point™d’application et la direction de la charge;

gree spégifiée, a la

a la (aux)

la spécifi-

= I'éprouvette optiquement aclive ou passive,

— la procédure de préconditionnement;

— la procédure de reprise;

— les mesurages initiaux et les exigences fonctionnelles;

— les mesurages en cours d’essai et les exigences fonctionnelles;
— les mesurages finaux et les exigences fonctionnelles;

— les écarts.
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4.4.3 Static load

Purpose

This test is applicable to attenuators with connectors. The purpose of this procedure is to
ensure that a panel mounted connector set will withstand shearing forces likely to be
applied during normal service.

General description

The specimen is mounted to a metal plate simulating the normal method of mounting.
A steady shearing force is applied smoothly to the connector body.

Apparatus

The apparatus consists of:

- a
rate;

force generator capable of smoothly applying the orce at the spegified

- a
Procedd

a) s

b) s B.of application and direction(s);

~—

c) m

Severity

The sev agnite he severity shall be given in the relevant spgcifi-
cation.

Details

The follgwing ifs; as applicable, shall be specified in the relevant specification:

agnitade-and\rate of application of the load;

- ppintof applicdtion and direction of the load;

- specimenopticatty functioningormon=fanctioning;

— pre-conditioning procedure;

— recovery procedure;

- initial measurements and performance requirements;

— measurements during test and performance requirements;
— final measurements and performance requirements;

— deviations.


https://iecnorm.com/api/?name=75dc7cf98723e675f2cd34b29fb92add

~-102 -

4.4.4 Traction

Objet

869-1 © CEI:1994

Le but de la présente procédure est de vérifier que le moyen de blocage ou de fixation de
la fibre/du céble & I'éprouvette supportera des charges de traction, susceptibles d’étre

appliquées pendant le fonctionnement normal.

Description générale

L’éprouvette est solidement fixée et une charge de traction est appliquée au céable.

Appareillage

L'appareillage se compose des éléments suivants:

— un générateur de forces capable d'appliquer, en dg
cadence spécifiée;

— un dispositif de fixation adapté pour la fibre/le

action a la

Dle;

e indiquée

bpplicable:

— la procédure de préconditionnement;

— la procédure de reprise;

— les mesurages initiaux et les exigences fonctionnelles;
— les mesurages en cours d’essai et les exigences fonctionnelles;
— les mesurages finaux et ies exigences fonctionnelles;

— les écarts.
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4.4.4  Pulling
Purpose

The purpose of this procedure is to ensure that the captivation or attachment of the
fibre/cable to the specimen will withstand tensile loads likely to be applied during normal
service.

General description

The specimen is rigidly clamped and a tensile load is applied to the cable.

Apparatus

The apparatus consists of:

— a|force generator capable of smoothly applying the teg
rate;

gads.at\the “spegified

— a|suitable clamping device for the fibre/cable;
~ alfixed clamping device for the attenuator.

Procedyre

a) s
b) ¢
c) s
d) m

Severity

The sey
the rele

BN in

Details

The follgy

— pre-conditioning procedure;

— recovery procedure;

— initial measurements and performance requirements;

— measurements during test and performance requirements;
— final measurements and performance requirements;

- deviations.
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4.4.5 Torsion

Objet

Le but de la présente procédure est de vérifier que le blocage ou la fixation de la fibre/du
cable a I'éprouvette supportera des charges de torsion susceptibles d’étre appliquées
pendant le fonctionnement normal.

Description générale

L’éprouvette est solidement fixée et une charge de torsion est appliquée au cable.

Appareillage

L'gppareillage se compose des éléments suivants:

— un générateur de couples capable d’appliquer, en d
cadence spécifiée;

ascharge de torsion a la

— un dispositif de fixation adapté pour la fibre/le
— un dispositif de serrage fixe pour I'attén

Procédure

b) fixer le dispositif de fixatig i Ecification
applicable;

c) appliquer doug
d) maintenir I3

Sévérité

La indiquée
da

D¢

Le pplicable:

— e point d’application de la charge de torsion;

— I'éprouvette optiquement active ou passive;

— la procédure de préconditionnement;

—~ la procédure de reprise;

- les mesurages initiaux et les exigences fonctionnelles;

— les mesurages en cours d’essai et les exigences fonctionnelles;
— les mesurages finaux et les exigences fonctionnelles;

— les écarts.
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4.45 Torsion

Purpose

The purpose of this procedure is to ensure that the captivation or attachment of the
fibre/cable to the specimen will withstand torsion loads likely to be applied during normal
service.

General description

The specimen is rigidly clamped and a torsion load is applied to the cable.

Apparatys

The appfratus consists of:

~ a|torque generator capable of smoothly applying the tQ edified

rate;
— ajsuitable clamping device for the fibre/cable;
— affixed clamping device for the attenuator.

Procedyre

a) s
b) clamp the cable at the point of app

c) smoothly apply the
d) maintain the load

Severity

The folipwing detgils, as_applicable, shall be specified in the relevant specification:

- magnitude and rate of application of the torsion load;

- ppint‘of application of the torsion load;

— specimen opticaily functioning or non-functioning;

— pre-conditioning procedure;

— recovery procedure;

— initial measurements and performance requirements;

- measurements during test and performance requirements;
- final measurements and performance requirements;

— deviations.
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4.4.6 Tenue du mécanisme de verrouillage

Objet

Le but de la présente procédure est de vérifier que le mécanisme de verrouillage d'un jeu
de connecteurs supportera des charges axiales susceptibles d'étre appliquées pendant le
fonctionnement normal. Cet essai est applicable aux atténuateurs de configuration B, C

et

D.

Description générale

Une charge de traction est appliquée & un jeu de connecteurs accouplés dans une

dirfection pour séparer les composants.
Appareillage
L'appareillage se compose des éléments suivants:
— un générateur de forces capable d'appliquer Cifiée a la
cadence spécifiée;
— les dispositifs de fixation prescrits;
— une clé dynamométrique (uniquemen par vis).
Prpcédure
a) accoupler conv
b) serrer le méca ment pour
les mécanismes
c) fixer ferm
d) fixer
e) applique
BY:
La sévérite prend l'intensité de la charge de traction. La sévérité doit étre¢ indiquée
dalns la-spécifieation applicable.

Détails a spécifier

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre indiqués dans la spécification applicable:

— Vlintensité et la cadence d’application de la charge de traction;

— le couple de serrage (uniquement pour les connecteurs a accouplement par vis);

— le point d’application de la charge de traction;
— T'éprouvette optiquement active ou passive;

— la procédure de préconditionnement;

~ la procédure de reprise;
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4.4.6 Strength of coupling mechanism

Purpose

The purpose of this procedure is to ensure that the coupling mechanism of a connector set
will withstand axial loads likely to be applied during normal service. This test is applicable

to configuration B, C and D.

General description

A tensile load is smoothly applied to a mated connector set in a direction to separate the

components.
Apparatyis

The appjgratus consists of:
— alforce generator capable of smoothly applying the
rate;
— clamping devices as required;

— aftorque wrench (screw coupling connect

Procedyre

a) properly mate the connector set;

b) tighten the couplirg
mecHanisms only);

c) securely
d) clamp the
e) smoothly apply
f} m

Severity

The severity-co

the releyant specification.

1€

d Yorce at\the spedified

| coupling torque (screw coupling

of the magnitude of the tensile load. The severity shall be given in

Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified in the relevant specification:

— magnitude and rate of application of tensile load;
— coupling torque (screw coupled connectors only);
- point of application of the tensile load;

— specimen optically functioning or non-functioning;
— pre-conditioning procedure;

— recovery procedure;
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— les mesurages initiaux et les exigences fonctionnelles;

—~ les mesurages en cours d’'essai et les exigences fonctionnelles;
-~ les mesurages finaux et les exigences fonctionnelles;

— les écarts.

4.4.7 Moment de flexion
Objet

Le but de la présente procédure est de vérifier que le mécamsme de verrounllage d'un jeu

de m apphaué—pendant le
fopctionnement normal. Cet essai est applicable aux atténuateurs ecteurs.

Description générale

Un moment de flexion est appliqué, en douceur, a u
fléchir son axe longitudinal.

Mmaniére a

Appareillage

— un générateur de forces ca
cadence spécifiée;

douceur, la force spégifiée a la

— un dispositif de fixation;

Pr

ur, uhe force a la moitié opposée des connecteurg, au point
eurs indiqués dans la spécification applicable;

sévérité comprend l'intensité de la force et le point d'application de la force par rapport

a nrnnf rlc flvohr\n I a oa\lnnéa An-{ Atra indicdudo danc Ia enlatfin ahl
P GotCrreTHequco-CanoTa oyuvulvuuvu uypuvuul .

Détails a spécifier
Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre indiqués dans la spécification applicable:

— lintensité et la direction de la force;

- la (les) direction(s) et ie point d’application de la force (distance spécifiée & partir
du point de fixation);

— I'éprouvette optiquement active ou passive;
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— initial measurements and performance requirements;

— measurements during test and performance requirements;
— final measurements and performance requirements;

— deviations.

4.4.7 Bending moment
Purpose

The purpose of this procedure isto ensure that the couplmg mechanism of a connector set
will wit o-be-app od-during—normal-sensce s—test is

A bend{ng moment is smoothly applied to a connector set so its\lo
axis.

gitudinal

Apparatus

The apparatus consists of:

— g force generator capable of smo
rate;

the gified force at the spegified

- g clamping device;
— @atorque wrench.
Procedlre
a) H
b) g

c)
at th

d) n

Severit]

The seyerity-consist§ of the combination of the magnitude of force and the point of appli-
cation nf:the force relative to the clamping point. The severity shall be given inh the

relevant specification.

Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified in the relevant specification:

— magnitude and rate of application of the force;

— direction(s) and point of application of the force (distance specified from the clamp-
ing point);

— specimen optically functioning or non-functioning;
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— la procédure de préconditionnement;

— la procédure de reprise;

— les mesurages initiaux et les exigences fonctionnelles;

— les mesurages en cours d’essai et les exigences fonctionnelles;
— les mesurages finaux et les exigences fonctionnelles;

— les écarts.

448 Secousse

La présente procédure est appliquée conformément a I'essai Eb de 1a CEl 68-2-

0)

Lg
m
a

le
ia
d

D

L’
d¢

Al

L

bjet

des chocs répétitifs. il est également possible d’
pscription générale
if d’essai aux secousses et est
bpareillage
appareillage s
- un a@ i ux'secoysses, conforme a I'essai Eb de la CEIl 68-2-

pvérité

tion accu-
soumises
ur évaluer
pffets simi-
susceptible

soumise &

68-2-29.

L

severité comprend Faccélération de Tréte, ta durée et fe ombre de Sec

sévérité doit étre indiquée dans la spécification applicable.

usses. La

La sévérité suivante, recommandée pour 'essai, est une sévérité facultative pouvant étre
spécifiée pour cette procédure:

Nombre de secousses 4000 £ 10
Accélération de créte 390 m/s® (40 g)
Durée des impulsions 6ms
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-~ pre-conditioning procedure;

— recovery procedure;

— initial measurements and performance requirements;

— measurements during test and performance requirements;

- final measurements and performance requirements;

— deviations.

4.48 Bump

This pro

Purposé

The purpose of this procedure is to reveal the accumulated dam
specimens for applications in which they will be subjected to ré

be used

specimen, effects similar to those resulting from repetitive

by atten

Generalldescription

The spe
sine pul

Apparat

The app@aratus coii
bump testef jr
—  alfixi
Procedu

Conduct

Severity

The se
bumps.

cedure is conducted in accordance with IEC 68-2-29, test Eb.

Liators in service.

cimen is fastened to the table of-s and is subjected to repeated

ign in

also
the
ered

half-

erity—consistsof thecombimationof peak—acceteratiom, duratiom—and—Tumb
The severity shall be specified in the relevant specification.

er of

The foliowing preferred test severity applies as non-mandatory severities which may be
specified for this procedure:

Number of bumps 4000 £ 10
Peak acceleration 390 m/s? (40 g
Pulse duration 6 ms
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Détails a spécifier

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre indiqués dans la spécification applicable:

— la méthode de montage;

— le nombre de secousses;

— Paccélération de créte;

— la durée des impulsions;

— [I'éprouvette optiquement active ou passive;
— la procédure de préconditionnement;

— la procedure de reprise;

— les mesurages initiaux et les exigences fonctionnelles;

— les mesurages en cours d’essai et les exigences fonctid
— les mesurages finaux et les exigences fonctionnelle
— les écarts.

4.49 Choc

Lal présente procédure est appliqué 7.

la dégra-
répétitifs.
encontrés

un appareil d’essai conforme a I'essai Ea de la CEl 68-2-27;

- un dispositif de fixation conforme a I'essai Ea de la CEl 68-2-27.

Procédure

Appliquer la procédure conformément aux prescriptions de I'essai Ea de la CEl 68-2-27.
La forme de I'impulsion doit étre demi-sinusoidale.

Sévérité

La sévérité comprend I'accélération de créte et le nombre de chocs. La sévérité doit étre
indiquée dans la spécification applicable.
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Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified in the relevant specification:

- method of mounting;

— number of bumps;

— peak acceleration;

— pulse duration;

— specimen optically functioning or non-functioning;
— pre-conditioning procedure;

— rgcovery procedure; _

— infitial measurements and performance requirements;

- easurements during test and performance requirements;
- final measurements and performance requirements;

— deviations.

449 $Hhock

This progedure is conducted in accordan

Purposg

The pur ; n of
specimegns when subjected iti . ent
non-rep e n.

Genera descrip@

The specimen is
sine shd

half-

Apparat‘

The apparatus-6Q

— a|shock tester in accordance with IEC 68-2-27, test Ea;
— afixing means in accordance with IEC 68-2-27, test Ea.

Procedure

Conduct the procedure in accordance with IEC 68-2-27, test Ea. The pulse shape shall be
half-sine.

Severity

The severity consists of the combination of peak acceleration and number of shocks. The
severity shall be specified in the relevant specification.
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Les séverités préférentielles suivantes sont des sévérités facultatives pouvant étre

spécifiées pour cette procédure.

Accélération de créte Nombre de chocs

—

294 m/s? (durée d'impulsion: 18 ms)
490 m/s? (durée d'impulsion: 11 ms) 5
981 m/s® {durée d'impulsion: 6 ms) 10
4 900 m/s? (durée d'impulsion: 1 ms)

O
Q )
4w
P
&
A
th
Rl
P
b
)
T

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre indiqués dans tio

— {'accélération de créte;
- le nombre de chocs;

— [I'éprouvette optiguement active ou passive;
— la procédure de préconditionnement;
— la procédure de reprise;

— les mesurages en cours d’esgai et e i i ;
— les mesurages finaux et leg
— les écarts.

4410 Résista

Objet Q

Le but de

Q)

pplicable:

prpduire lorsque
ex

D¢

L’éproavettees

exposée a une charge compressive appliquée par un tampon.

e est d'évaluer l'effet des charges susceptibles de se
gurs sont exposés a des situations critiques, cpmme par
arche dessus ou qu'ils passent sous les roues d’un véhigule, etc.

Appareillage

L’appareillage se

— un boftier

compose des éléments suivants:

ou un plateau peu profond, dont les dimensions nominales sont de

300 mm x 300 mm, capable de recevoir un échantillon représentatif d’'un sol ou d’une
surface de parquet;

— un tampon réalisé en matériau résilient ou rigide, dont les dimensions nominales
sont de 100 mm x 100 mm x 12 mm d’épaisseur, coilé & une plaque non élastique; un

générateur de

forces.
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The following preferred severities apply as non-mandatory severities which may be speci-
fied for this procedure:

Peak acceleration Number of shocks

—_

294 m/s? {18 ms pulse duration)

490 m/s (11 ms pulse duration) 5
981 m/s? (6 ms pulse duration) 10
4900 m/s? (1 ms puise duration)

— peak acceleration;

- nymber of shocks;
— specimen optically functioning or non-functioning;
— pte-conditioning procedure;
— rgcovery procedure;

4.4.10

Purposg

eyaluate the effect of loads which might occur when
ations such as being stepped on, being run over by

The pur
attenuat
vehicle {

Genera

The spegimen;is expoged to a compressive load which is applied by a pad.

Apparatus

The apparatus consists of:

~ a shallow box or tray, nominally 300 mm x 300 mm, capable of housing a section of
a representative ground or floor surface;

— a pad of resilient or rigid material, nominally 100 mm x 100 mm x 12 mm thick,
bonded to a non-yielding plate; a force generator.
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Procédure

a) placer I'éprouvette au centre de la surface d’'essai contenue dans le boitier peu
profond;

b) appliquer doucement la charge spécifiée;
¢) maintenir la charge pendant la durée spécifiée.

Séverité

La sévérité comprend la charge et la durée. La sévérité doit étre indiquée dans la spécifi-
cation applicable.

Ljs sévérités préférentielles suivantes sont des sévérités facultativies pouvantgtre spéci-

figes pour cette procédure: ) (\ &
Charge uré
N : s

Degtails a spécifier

les mesurages initiaux et les exigences fonctionnelles;

< les mesurages en cours d’essai et les exigences fonctionnelles;

— les mesurages finaux et les exigences fonctionnelles;
— les écarts.

4.411  Compression axiale
Objet
Le but de la présente procédure est de vérifier que le blocage ou la fixation du céable a

I'éprouvette supportera des charges compressives susceptibles d’étre appliquées pendant
le fonctionnement normal.
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Procedure

a) place the specimen centrally on the test surface contained in the shallow box;

b) smoothly apply the specified load;
c) maintain the load for the specified duration.

Severity

The severity consists of the combination of the load and the duration. The severity shall be
specified in the relevant specification.

The folig
this prog

Details fo be specified

The folig

edure:

- T

— pad material;

— ddiration of load

- m

Load Duration \
N s
o~ Y
1000
2000 10

5000 /(}o
N\ N

wing details, as applicable, shall b%ciﬂ

presentative ground

d;

wing preferred severities are non-mandatory severities which may be W

d for

easurements during test and performance requirements;

- final measurements and performance requirements;

— deviations.

4.4.11

Purpose

Axial compression

The purpose of this procedure is to ensure that the captivation or the attachment of the
cable to the specimen will withstand compressive loads likely to be applied during normal

service.
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Description générale

CEl:1994

L'éprouvette est solidement fixée et une compression axiale est appliquée au céable.

Appareillage

L'appareillage se compose des éléments suivants:

— un générateur de forces capable d’appliquer, en douceur, la force compressive a la

cadence spécifiée;
— un dispositif de fixation adapté pour le cable;

Pr

Seyerité

La
ind

Le
fié

= dispuositifde serrage fixe pour Fatténuateur.

bcédure

a) fixer fermement I'éprouvette au dispositif de serrage fixe
b) fixer le cable au point d’application spécifié;
c) appliquer doucement la charge compressive ax
d) maintenir 1a charge pendant au moins 2 mi

2 axiale. La sévérité

érités facultatives pouvant é
BS pour cette procgdu

s-stivantsdeoiventtecaséchéantétre-indiquésdanstaspécification
- lintensité de la charge;

— le point d’application de la charge;

— la cadence d’application de la charge;

— [I'éprouvette optiquement active ou passive;

— la procédure de préconditionnement;

— la procédure de reprise;

— les mesurages initiaux et les exigences fonctionnelles;

— les mesurages en cours d’essai et ies exigences fonctionnelles;

doit étre

tre spéci-

pplicable:
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General description
The specimen is rigidly clamped and an axial compressive load is applied to the cable.
Apparatus

The apparatus consists of:

— a force generator capable of smoothly applying the compressive force at the speci-
fied rate;

— a suitable clamping device for the cable;

- | : i : r o 44 4
- di NATU UidTHpiig uevive 1O 11T dlleliudiul.

Procedire

a) spcurely fix the specimen to the fixed clamping device;
b) cJamp the cable at the specified point of application;
c) smoothly apply the axial compressive load to the cab

d) maintain the load for at least 2 min.

Severit)
The sey e force. The severity [shall
be speg
The foll sexerities which may be specifigd for

this progedure.

Details

The followt

— the magnitude of the load;

— point of application of the load;

— rate of load application;

— specimen optically functioning or non-functioning;

— pre-conditioning procedure;

— recovery procedure;

— initial measurements and performance requirements;

— measurements during test and performance requirements;
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— les mesurages finaux et les exigénces fonctionnelles;
— les écarts.

4412 Impact

Objet

Le but de la présente procédure est d’évaluer I'aptitude des atténuateurs a supporter un
impact localisé ou une série d’impacts provoqués par des objets durs.

Description générale

On fait chuter un marteau, présentant une face semi-cylindriqug, Sur+éprouvette placée
syr une enclume.

Appareillage

L'appareillage se compose des éléments suivants:

— une enclume de dureté spécifiée;

— un marteau (masse tomb
cylindrique d’indice de duret

ace semi-

— un appareillage pour soule ot fai . i illustre un
exemple. il se compose d'une/manivelie 3 ‘intermédiaire
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— final measurements and performance requirements;
— deviations.

4.4.12 Impact

Purpose

The purpose of this procedure is to evaluate the ability of attenuators to withstand a local-

ized impact or a series of impacts with hard objects.

General description

A hamn']er with a semi-cylindrical face is dropped on the specimen whic
anvil.

Apparatls

The apppratus consists of:

— ap anvil of specified hardness;

— a|drop hammer of adjustable mass with a
hardness;

— an apparatus to raise and drop
it consists of a driven crank coupled to

N an
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Guide
\? 7
‘ ’
il
. 2 ’
Masse réglable HH> 5
-
1
Longueur: 50 mm > je
5
A % I 1
Hauteur préférentielle : ! } : facddefia de
de chute: 150 mm :J - ==Y ion semi c?r‘:ilaire
9 O -
- 1-—T1T ¥
Spécimen placé sous ‘JL_i
le marteau-pilon {1111 T RN,
_— Vi
Fnlume RIS T > BN

"'i"/ OEl 468194
Q Figure 4

ouyettesur 'enclume conformément & la position et au sens sgécifiés;

Pri

remonter
I'enclume.

et faire chuter le marteau d’'une hauteur de 150 mm au-dessus de

Sévérité

La sévérité est constituée par la combinaison du rayon de la face du marteau, de la masse
du marteau et du nombre d’'impacts. La sévérité doit étre indiquée dans la spécification
applicable.

Les sévérités préférentielles suivantes sont des sévérités facultatives pouvant étre spéci-
tiées pour cette procédure.
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Guide

e Ui

Adjustable mass

LR AR ARAR LY

50 mm long

Drop 150 mm
preferred value

e e = - -

o G e T P 3 i

pecimen under X

op hammer

Anvil /

Q u

R = not less than
drop height + 10

. :
. 1 ‘ IEC 468194
: igure 4

mass to the specified value;

Procedu

¢) ralise and drop the hammer from 150 mm above the anvil.

Severity

The severity consists of the combination of the radius of the hammer face, the mass of the

hammer and the number of impacts. The severity shall be specified in the relevant specifi-
cation.

The following preferred severities are non-mandatory severities which may be specified for
this procedure.
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Rayon du marteau Masse du marteau Nombre d'impacts
mm g
5 100 1
10 250 5
20 500 10
1000

Détails a spécifier

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre indiqués dans la spécification applicable:

—terayondetaface dumarteaw;
- la masse du marteau;

— le nombre d’'impacts;

— le point d'impact sur 'éprouvette;
— Tlorientation de I'éprouvette;

— I'éprouvette optiquement active ou passive;

— la procédure de préconditionnement;
— la procédure de reprise;
— les mesurages initiaux et {&s xige
— les mesurages en cours d’essai et le ctionnelies;

— les mesurages finaux et leg exigences fo snnelles;
— les écarts.

4.413 Accéléra

onformément a 'essai Ga de la CEI 68-2-}.

nt cédure est d’évaluer les effets d'une accélération gn régime
SRrouvettes, aux valeurs susceptibles d’étre rencontréeg pendant

Description gé

L’éprouvette est montée sur une centrifugeuse et est soumise a une valeur spécifiée d’'une
accélération de créte dans les deux directions de trois axes perpendiculaires entre eux,
dont un est paralléle & I'axe optique.

Appareillage

L’appareillage se compose des éléments suivants:

— une centrifugeuse conforme a I'essai Ga de la CEl 68-2-7;
— un dispositif de montage adapté, conforme a 'essai Ga de la CEl 68-2-27.
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Hammer radius Hammer mass Number of impacts
mm g
5 100 1
10 250 5
20 500 10
1000

Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified in the relevant specification:

h F4 L
- Hietl 1dbc 1aUuilys,

RmMmer mass,

imber of impacts;

rientation of the specimen;

becimen optically functioning or non-functioning;

h
n
— p¢int of impact on the specimen;
)
s
p

re-conditioning procedure;
— rgcovery procedure;
— initial measurements and perforfmahce fequire

— dpviations.

4.4.13 | Acceleration

cedure i@k

This prg with IEC 68-2-7, test Ga.

Purposé
The puipose\of thi to evaluate the effects of steady state acceleration on
specimégns a at may be encountered during usage.

Genera

The specimen is mounted on a centrifuge and is subjected to a specified value of peak
acceleration in both directions of three mutually perpendicular directions, one of which is

parallel to the optical axis.
Apparatus

The apparatus consists of:

— acentrifuge in accordance with IEC 68-2-7, test Ga;
— a suitable mounting fixture in accordance with [EC 68-2-27, test Ga.
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Procédure
Appliquer la procédure conformément aux prescriptions de I'essai Ga de la CEl 68-2-27.

Sévérité

La sévérité comprend la température et la durée d’exposition. La sévérité doit étre
spécifiée dans la spécification applicable.

Les sévérités préférentielles suivantes sont des sévérités facultatives pouvant étre
spécifiées pour cette procédure:

4

Niveau d'accélération |50, 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 , 100 , 200:000| 300 000
m/s? /\

Détails a spécifier

Lgs détails suivants doivent, le cas échéant, étre quésxdans la spécification applicable:

— la méthode de montage;

— les supports et les attachg
— le niveau d’accélération;
— la durée de l'accélération;

44.14

Opjet

Le but de la présente procédure est d’évaluer I'aptitude d’'une éprouvette a supporter des
impacts susceptibles d’étre rencontrés pendant l'utilisation.

Description générale

On laisse osciller librement, dans un mouvement pendulaire, une éprouvette a laquelle est
fixée une longueur de cable, et on la laisse heurter une surface d'impact.
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Procedure
Conduct the procedure in accordance with IEC 68-2-27, test Ga.
Severity

The severity consists of the acceleration level. The severity shall be specified in the
relevant specification.

The following preferred severities are non-mandatory severities which may be specified for
this procedure:

(=]

[
Acceletlation level 50, 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 G00) 0, 300)00
/s> /\

Details to be specified

The folipwing details, as applicable, shall be specified enceleyant specification:

— mounting method;
— cpble supports and anchorage;

celeration level;

acceleration duration;

ng;

4.4.14 | Drop

Purposg

The purpose of this procedure is to evaluate the ability of a specimen to withstand impacts
likely to be encountered during usage.

General description

A specimen with an attached length of cable is freely swung in a pendular motion and
allowed to strike an impact surface.
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Appareillage

L’appareillage se compose des éléments suivants:

— un dispositif de fixation du céble adapté;
— une surface d’'impact.

Dispositif de fixation du céble

869-1 © CEI:1994

Le dispositif doit pouvoir étre installé sur toute structure commode, rigide et verticale.
Il est nécessaire de prévoir un émerillon pour fixer le cable au dispositif, afin de lui per-
mettre de balancer librement entre une position horizontale et une position verticale.

Syrface d’impact

Lg surface d’'impact doit étre constituée par une plaque
500 mm de 25 mm d’'épaisseur.

Procédure

Lg montage d’essai est illustré par la figure 5:

I

Eprouvette

N

- &

Hauteur h

7

CEl 516/194

d'impact. La hauteur h doit étre indiquée dans la spécification applicable;

?00 mm x

la surface

b) fixer le cable au dispositif de fixation du cable a une distance de 2 m par rapport a
la partie arriére de 'atténuateur, de sorte que I'éprouvette puisse balancer librement

entre une position horizontale et une position verticale;

c) maintenir I'éprouvette en position horizontale comme indiqué ci-dessus et la laisser
chuter sur la surface d’'impact. Si I'attitude de I'éprouvette est importante, cela doit étre

indiqué dans la spécification applicable;
d) répéter le cycle autant de fois que spécifié.

Sévérité

La sévérité comprend le nombre de chutes et la hauteur de la chute.
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Apparatus

The apparatus consists of:

—~ a suitable cable clamping fixture;
— an impact surface.

Cable clamping fixture

The fixture shall be capable of being mounted to any convenient, rigid, vertical structure.
A swivel shall be provided for attaching the cable to the fixture in such a manner as to

allow it to swing freely from a horizontal to a vertical position.

Impact durface

The impact surface shall be a steel plate at least 300 mm x 500

Proceduyre

The test|set-up is shown in figure 5:

Height h

1EC 516194

Figure 5

a) aftachthe ca lamping fixture at a height h from the impact surface. The heig

shall pg specified in the relevant specification;

ht h

b} attach the cable to the attachment fixture at a distance of 2 m from the rear of the
attenuators so that the specimen may swing freely from a horizontal to a vertical

position;

¢) hold the specimen in a horizontal position as shown and allow it to drop onto the
impact surface. If the specimen attitude is important, it shall be specified in the relevant

specification;
d) repeat the cycle the specified number of times.

Severity

The severity consists of the combination of the number of drops and the height of drop.
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Les sévérités préférentielles suivantes sont des sévérités facultatives pouvant étre
spécifiées pour cette procédure:

Nombre de chutes Hauteur de chute
mm
1 500
5 750
10 1000
25 1 500
50 1750
- 2 000

Détails a spécifier

Lgs détails suivants doivent, le cas échéant, étre indiqués dan

- le nombre de chutes;
— la hauteur de chute;

— [Péprouvette optiquement active ou passi
— la procédure de préconditionnemen
— la procédure de reprise;

4.4.15

o)

L luré est de déterminer un facteur de sécurité ou ur niveau de
figbili capacités des couples de surcharge relatifs aux mécanismes
d on. La procédure est uniquement applicable aux mécgnismes de
'z e filetée ou par baionnette.

D

Laprésenteprocédure—consiste—a—accouptertéprouvette-detaconnormate—et-d appliquer,

ensuite, un couple de surcharge au mécanisme de verrouillage.
Appareillage

L'appareillage se compose des éléments suivants:

— des brides adaptées, des machoires, ou autres moyens permettant de maintenir
I'éprouvette dans un alignement correct pendant la durée de I'essai;
— un appareil de mesure du couple;

— un générateur de couple, il possible d’appliquer le couple manuellement.
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The following preferred severities are non-mandatory severities which may be specified for

this procedure:

Number of drops Drop height
mm
1 500
5 750
10 1 000
25 1 500
50 1750
- 2000

Details fo be specified

The follpwing details, as applicable, shall be specified in the reje

— number of drops;
— drop height;

— gpecimen optically functioning or non-functiog
— pre-conditioning procedure;
— rnecovery procedure;

4415

Purpos

The pu
for the :
applicg caded or baydnet twist type coupling mechanisms only.

Gener,

establish a safety factor or minimum level of re:iJability
apabiities of twist type coupling mechanisms. The proce

ure is

This procedure consists of mating the specimen in the normal tashiomand-then—applying

an overload torque to the coupling mechanism.
Apparatus

The apparatus consists of:

— suitable clamps, jaws or other means to hold the specimen in proper alignment

during the test;
— atorque measuring instrument;
— atorque generator, the torque may be applied manually.
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Procédure

a) accoupler correctement I'éprouvette, conformément aux instructions du fabricant;
b) appliquer le couple de couple de surcharge spécifié;

c) maintenir le couple pendant au moins 15 s.

Sévérité

La sévérité comprend le couple de surcharge. La sévérité doit étre indiquée dans la spéci-
fication applicable.

—

es sévérités préférentielles suivantes sont des Severites tacuitatives—ps uvant étre
pécifiées pour cette procédure:

[71]

Couples de surcharge
N.m

04
0,6

O’V\ N

O

tre indiqués dans la spécification applicable:

Détails a spécifier

| es détails suivants doivent, le cas é

10.

I<a présente’procédure est appliquée conformeément a l'essai J de la CEl 68-9

Objet

Le but de la présente procédure est de déterminer les effets des moisissures sur les
propriétés optiques et mécaniques des atténuateurs. Elle est destinée a déterminer les
causes de détérioration imprévues dans les éprouvettes, de déterminer si les éprouvettes
concernées sont fabriquées ou non a partir de matériaux résistants a la moisissure, par
{‘utilisation de 'une des deux variantes d'essai, conformes aux sévérités prescrites.

Description générale

L'éprouvette est exposee 3 la culture spécifiée dans une enceinte climatique pendant la
durée spécifiée. La procédure propose deux variantes.
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Procedure

a) properly mate the specimen in accordance with the manufacturer’s instructions;
b) apply the specified overload torque;
¢) maintain the torque for 15 s minimum.

Severity

The severity consists of the overioad torque. The severity shall be specified in the relevant
specification.

The follpwing preferred severities are non-mandaiory severities wiri ied for
this test

Overload torques
N.m

0,4
0,6 <

038

Details [to be specified

The following details, as applicable, sh e in the relevant specification:

— gverload torque;
— gpecimen optically A

— fdecovery proced
— initial me@
- easureme(t
-

4416

This ptocedure is sofnducted in accordance with IEC 68-2-10, test J.

Purpose

The purpose of this procedure is to determine the effects of mould growth on the optical
and mechanical properties of the attenuators. It investigates unforeseen causes of deterio-
ration in specimens, whether or not these are constructed from mould-resistant materials,
by the application of either of two test variants in accordance with prescribed severities.

General description

The specimen is exposed to the specified culture in a suitable environmental chamber for
the specified time. The procedure offers two variants.
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La variante 1 sert a évaluer I'étendue des moisissures, aprés une période d’incubation de
28 jours, ainsi qu’a évaluer une éventuelle détérioration physique de I'éprouvette consé-
cutivement & cette contamination, et si cela est prescrit par la spécification applicable, a
vérifier leur influence sur le fonctionnement de I'éprouvette aprés une période d’incubation

totale de 84 jours.

La variante 2 sert & évaluer I'étendue des moisissures aprés 28 jours d’incubation suite
4 une quasi-contamination par des substances nutritives, et a évaluer tout dommage
physique causé par cette contamination, et & vérifier l'influence des moisissures sur le

fonctionnement de I'éprouvette.

Avertissement: Ces essais comportent des risques potentiels pour la santé et il convient

Appareillage

L'appareillage se compose des éléments suivants:

— une enceinte climatique adaptée, conforme @
CEl 68-2-10;

—~ des récipients en verre ou en plastiqu
formes aux prescriptions de l'essai J deda

Procédure

de l'ess

de préter une attention particuliere aux annexes A eyC deta CE} 68-2-10.

i J de la

scles hermétiques, con-

Appliquer la procédure conformé htions de I'essai J de la CEl 6§-2-10.
Sgvérité

La sévérité comp pores a cultiver et la durée d’exposition] telles que
dEfinies o] ’ srité doit étre indiquée dans la spécification appli-
cable.
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Variant 1 assesses the extent of mould growth after 28 days incubation and any physical
damage caused thereby, and if required by the relevant specification, by checking the
effect on functioning of the specimen after incubation extended to a total of 84 days.

Variant 2 assesses the extent of mouid growth after 28 days incubation following quasi-
contamination with nutrients and any physical damage caused thereby, and by checking
the effect on the functioning of the specimen.

Warning note: There are potential health hazards associated with these jests and atten-
tion should be given to appendices A and C of IEC 68-2-10.

Apparatus

The apparatus consists of:

— alsuitable environmental chamber in accordance with

— cpntainers of glass or plastic with close fitting
test .

Proceddre

Conduct the procedure in accordance B- est J.

<

Severity

The seyerity consists of
duration of equit?
the relejant speci )

the cultures or spores to be grown andg the
variant. The severity shall be specified in
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Cultures de spores

Culture type

N° Nom Contrainte {uniquement a Nature

titre indicatif)

1 Aspergillus niger V Tieghem ATCC, 6275 Prolifére sur de nombreux
matériaux et résiste au sel
de cuivre

2 Aspergillus terraus Thom PQMD, 82j

3 Aureobasidium {De Barry) ATCC, 9348

pullulans Arnaud
4 Poecilomyces Bainier 1AM, 5001
variotif
5 Penicillium Thom. 1AM 701
funicolosum X bnt
6 Penicillium Biourge \Hésiste aux sels dg cuivre
ochrochloron et attaque les plastiques
> et les textiles
7 Scopulariopsis {Sacc.)Bain IAM'S Attaque le caoutchpuc
brevicaulis Var. Glab
Thom.
8 Trichoderma 1 1
viride > la cellulose et

Attaque les textile
]ues

les matieres plasti

1

Q Pers. ExFr. s
~—_"

la procédure de reprise;

les mesurages initiales et les exigences fonctionnelles;

les mesurages en cours d’essai et les exigences fonctionnelles;

les mesurages finaux et les exigences fonctionnelles;

les écarts.

applicable:
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The following preferred severities are non-mandatory severities which may be specified for
this procedure:

Cultures of spores
Typical culture
No. Name Strain {for guidance Nature
only)

1 Aspergillus niger V Tieghem ATCC, 6275 Grows profusely on many
materials and is resistant
to copper salt

2 Aspergillus terreus Thom. PQMD, 82j Attacks plastic materials

3 Auteobasidium (De Barry) ATCC, 9348

puulans Arnaud
4 Pokcilomyces Bainier 1AM, 5001

vaniotif
5 Penicillium Thom. 1AM 7013

funiicolosum Q
6 Penicillium Biourge ATCC 91

ochrochloron

and textiles

7 Scppulariopsis (Sacc.) Bain cks rubber

brgvicaulis Var. Glabra

Thom.

8 Trithoderma Pers. Ex.Fr. Attacks cellulose textiles

virlde and plastics

Details fo be sp

The folig

- rgcovery procédure;

— initial measurements and performance requirements;

—~ measurements during test and performance requirements;
- final measurements and performance requirements;

— deviations.


https://iecnorm.com/api/?name=75dc7cf98723e675f2cd34b29fb92add

-138 - 869-1 © CEI:1994

4.417 Froid

La présente procédure est effectuée conformément aux prescriptions de I'essai Ab de la
CEl 68-2-1.

Objet

Le but de cette procédure est de déterminer I'aptitude des atténuateurs a I'utilisation et/ou
au stockage, dans des conditions de faible température.

Cette procédure consiste a réduire progressivement la température et & soumettre les

a

éprouvettes a une faible température pendant une période suffisamment longue pour

quelles atteignent leur stabilité thermique. Cette procédure ne t pasl d’évaluer
2 varigtions de la

'aptitude des éprouvettes a résister ou a fonctionner en

température; on utilisera, dans ce cas, la procédure indiquée ¢

L'¢prouvette est placée dans une enceinte a tempé 3 ante. rature est

ensuite diminuée jusqu'a ce que la température d’essaj sei i ne dépas-

sant pas 1 °C par heure; I'éprouvette est mai t 1a durée

specifiée. Lorsque le temps spécifié est ée E]:’enceinte,
i tte se sta-

Description générale

biljser a la température ambiant
Appareillage

L’appareillage se
I'essai Ab de la

Procédure Q

Appliquer la p(o

ptions de

aMmént aux prescriptions de I'essai Ab de la CEl §8-2-1.
Y
La

d la température et la durée d’exposition.

Les sévérité
fiﬁes pour cett

gférentielles suivantes sont des sévérités facultatives pouvant gtre spéci-
procédure: '

Température Durée
°C h
-65 2
-55 16
-40 72
-25 96
-10 _
-5 -
+5 -
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4.417

Cold

- 139 -

This procedure is conducted in accordance with IEC 68-2-1, test Ab.

Purpose

The purpose of this procedure is to determine the suitability of attenuators for use and/or

storage under conditions of low temperature.

This procedure relates to a gradual reduction in temperature and is for specimens which
are subjected to a low temperature for a time long enough for the specimen to achieve

temperafture stability. Tt does not permit the assessment of the ability of speci
operate during temperature variations, in this case, change
vould be used.

stand o
4.4.22)

General

The spe
lowered

description

the cha
temper
out.

Apparaf|

The apparatus consists €

re <>

test Ab.
Procedy
Conduct
Severity

The sey|

The folipwing prefe

this pro

the proced

bedure:

ber while the temperature is raised

temperI:re for the specified duration. At the end of th
ure equilibrium at ambient temm

ns to
eratyre

allowed to 4

per in accordance with IEC 68

with IEC 68-2-1, test Ab.

g combination of the temperature and duration of exposure.

with-
(see

then
that
s in
ttain

urements are carried

2-1,

d severities are non-mandatory severities which may be specifield for

-10
-5
+5

Temperature Duration
°C h
-65 2
-55 16
-40 72
-25 96
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Détails a spécifier

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre indiqués dans la spécification applicable:

— la température;

— la durée d’exposition;

— [I'éprouvette optiquement active ou passive;

— la procédure de préconditionnement;

— la procédure de reprise;

— les mesurages initiaux et les exigences fonctionnelles;

— les mesurages en cours d’essai et les exigences fonctionnelles;

— les mesurages finaux et les exigences fonctionnelles;

— les écarts.

4.4.18 Chaleur séche

Lal présente procédure est appliquée conformérr
CHI 68-2-2,

s de {'essali Bb de la

Objet

Le|but de cette procédure est de détermin i des atténuateurs a I'utilisation et/ou
au[stockage, dans des condition

Cette procédure consj S SS rettre des
éprouvettes a ure_tem gue pour
qulelles atteignent e i \ d'évaluer
'aptitude d ; 8sister/ou a fonctionner en cas de variatigns de la
températurey o i 9 ne intitulé
«Mariations de

fusqu'a ce que la température d'essai soit atteinte, par paliers ne
°C par heure; I'éprouvette est maintenue a cette température {endant la

durée ‘spécifiée’ Lorsque le temps spécifié est écoulé, I'éprouvette est laigsée dans
I'epceinte, tout en diminuant la température jusqu’a l'ambiante. On laikse alors
I'éprouvette se stabiliser & la température ambiante avant d'effectuer les mesurages
finaux.

Appareillage

L'appareillage se compose d'une enceinte climatique conforme aux prescriptions de
I'essai Bb de la CEI 68-2-2.

Procédure

Appliquer la procédure conformément aux prescriptions de I'essai Bb de la CEl 68-2-2.
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Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified in the relevant specification:

— temperature;

— duration of exposure;

— specimen optically functioning or non-functioning;

— pre-conditioning procedure;

— recovery procedure;

— initial measurements and performance requirements;

— measurements during test and performance requirements;
- fipal measurements and performance requirements;
— deviations.

4.4.18 |Dry heat

This proedure is conducted in accordance with IEC 63

Purpose

The pur d/or
storage

This prqcedure relates to\a g ingre am hich
are sutglected to a higfntemg 3t ieve
temperature stability. | i ith-
stand of operate (see

4.4.22) yould be use

Genera

The sp a chamber at ambient temperature. The temperature is then
raised tp wre“at a rate not to exceed 1 °C per hour and maintained at|that
temper ecified duration. At the end of the period, the specimen remaips in
the chajfber whilethe temperature is lowered to ambient. The specimen is then allowgd to
attain température equilibrium at ambient temperature before final measurementsT are

carried out.

Apparatus

The apparatus consists of an environmental chamber in accordance with IEC 68-2-2,
test Bb.

Procedure

Conduct the procedure in accordance with IEC 68-2-2, test Bb.
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Sévérité

La sevérité comprend la température et la durée d’exposition. La sévérité doit étre
indiquée dans la spécification applicable.

Les sévérités préférentielles suivantes sont des sévérités facultatives pouvant étre
spécifiées pour cette procédure.

Température Durée
°C h
30 1685 2
40 175 16
55 200 72
70 250
85 315
100 400 -
125 - (\ \>
N\

Détails a spécifier

Lgs détails suivants doivent, le cas échéa A s dags la spécification applicable:

- la température;
— la durée d’exposition;

i Cadela

Objet

Le but de cette procédure est de déterminer I'aptitude des atténuateurs a I'utilisation et/ou
au stockage, dans des conditions d’humidité relative élevée. Cet essai est principalement
destiné a permettre I'observation les effets d’'une humidité élevée, 3 température cons-
tante, pendant une durée déterminée.

Description générale

L’éprouvette est placée dans une enceinte d’essai et soumise a un environnement de
chaleur humide maintenue a 40 °C, avec une humidité relative de 93 %, pendant une
durée spécifiée.
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Severity

The severity consists of the combination of the temperature and duration of exposure. The
severity shall be specified in the relevant specification.

The following preferred severities are non-mandatory severities which may be specified for
this procedure:

Temperature Duration

°C h

30 155 2

40 175 16

55 200 72

70 250 96

85 315 -
100 400
125 -

Details fo be specified

The follpwing details, as applicable, shall be spe

— tgmperature;

— dyration of exposure;
— specimen optically functioning ok no
— pre-conditioning précedure’

— initial measute
— njeasurem

4419

This prg

Purpose

The purpose of this procedure is to determine the suitability of attenuators for use and/or
storage under conditions of high relative humidity. The test is primarily intended to permit
the observation of effects of high humidity at constant temperature over a given period. -

General description

The specimen is placed in a chamber and subjected to a damp heat environment which is
maintained at 40 °C with a relative humidity of 93 % for a specified duration.
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Appareillage

L'appareillage se compose d'une enceinte climatique conforme aux prescriptions de
I'essai Ca de la CEl 68-2-3.

Procédure
Appliquer la procédure conformément aux prescriptions de I'essai Ca de la CEl 68-2-3.

Sévérité

L it6-comprend . idh sitlor—La-s¢vérité doit

¢s sévérités préférentielles suivantes sont des sévérité
spécifiées pour cette procédure:

Température \4\%;?
Humidité relative 93%

Temps d'exposition 4, %21 56%eurs

O

diqués dans la spécification applicable:

Cultative pvant étre

Dégtails a spécifier

Les détails suivants doivent, le ¢

— la températugé

=Vles écarts.
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Apparatus

The apparatus consists of an environmental chamber in accordance with IEC 68-2-3,

test Ca.
Procedure

Conduct the procedure in accordance with IEC 68-2-3, test Ca.

Severity

The sevprity shall be specified in the relevant specification.

The foliowing preferred severities are non-mandatory severities which
this pro¢edure:

Temperature

°C
Relative humidity <‘03\7\\
Exposure time 4,10, 21 o%%G da

Details o be specified

— tgmperature;
— re¢lative humidit

— devidtions.

e relevant specification:

— ekposure duratia
— special pr jon ing the removal of surface moisture;
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4.4.20 Séquence climatique
Objet

Le but de la présente procédure est de fournir des séquences d'essais climatiques
standards comprenant I'application successive de chaleur séche, de chaleur humide, de
froid et de basse pression atmosphérique.

La séquence d’essais climatiques est fondée sur la séquence d'essais climatiques
standards définie & I'article 7 de la CEIl 68-1. Elle est applicable aux atténuateurs des
catégories climatiques de 4, 10, 21 et 56 jours de chaleur humide. Cette séquence

d’'essais climatiques doit étre effectuée conformément aux procédures et aux sévérités
in e .

De¢scription générale

Cette procédure est une séquence climatique au cours 4 \ isants sont
exposés a un certain nombre d’essais de conditionnement climang Fdre déter-

m

Lg méthode 1 consiste a soumettre d'abord Yép empératures glevées et
ensuite & un cycle de chaleur humide a 55-°C. Tide est ensuitg immédia-
tefnent suivie d'un essai de froig-de soris ; 2 étré au niveau des criques
a [la surface de I'éprouvette séi Etérioration supplémentaire de
l’irouvette. Une basse pression i permet d'achever la vérification de
I'étanchéité de I'éprouvette.

L3 ai de froid

en
L3

L3 alement utilisée aprés des essais d'environngment, tels
aqy de secousses, pour vérifier que I'éprouvette n'a pas été
fis G : es essais mécaniques.

L'appareillage
cIL]matiques ad
h

ilisé dans cette séquence se compose d'une ou de plusieurs| enceintes
aptées, conformes aux procédures initiales de chaleur séche, fle chaleur
mide, de froid et de basse pression atmosphérique.

Procédure

Méthode 1

a) L’'éprouvette doit étre soumise a I'essai Ba de la CEIl 68-2-2, a la température de
catégorie supérieure, ou a la température prescrite dans la spécification applicable;

NOTE ~ Lorsque cela est prescrit par la spécification applicable, le mesurage peut étre effectué sur
I'éprouvette alors que sa température est encore élevée.
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4.4.20

Climatic sequence

Purpose

The purpose of this procedure is to provide standard climatic sequences consisting of
sequential applications of dry heat, damp heat, cold and low air pressure.

Climatic sequence is based on the standard climatic sequence defined in clause 7 of
IEC 68-1 and is applicable to attenuators with climatic categories of 4, 10, 21 and 56 days
of damp heat. It shail be carried out in accordance with the procedures and severities
specified in the relevant specification.

Generalldescription

This prgcedure is a climatic sequence in which components are expased-td.a num
climatic conditioning tests in a fixed order. There are three

Method [1 consists of first exposing the specimen to
of damp
water wi

further

A more
each of

Method

Climatic

verify t

Apparat

chamb

air pressure’

The ap;[aratus

heat at 55 °C. The damp heat is immediate

(o

h racked or damaged by mechanical tests.

ers in_accordairice with the primary procedures dry heat, damp heat, cold and

pr of

ycie
any
Quse

environmental tests such as vibration or bump to

this sequence consists of a suitable environmental chambér or

low

Procedure

Method 1

a) The specimen shall be subjected to test Ba of IEC 68-2-2 at the upper category
temperature or the temperature prescribed in the relevant specification;

NOTE — Where prescribed in the relevant specification, measurement may be made on the specimen while at
the high temperature.
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b) procéder a un examen visuel de I'éprouvette;

C) a ce stade de la procédure, un intervalle maximal de 72 h est autorisé; pendant cet
intervalle, I'éprouvette doit étre maintenue dans des conditions ambiantes normales de
laboratoire, & une température comprise entre 15 °C et 35 °C;

d) toute éprouvette d’une catégorie climatique -/-/4 ou -/-/10 ou -/-/21 ou -/-/56 doit
étre soumise & I'essai Db, sévérité B, variante 1 de la CEl 68-2-30, pendant un cycle
de 24 h suivi d’'une période de reprise de 1,5 ha2h;

e) immédiatement aprés le cycle de chaleur humide de I'alinéa d), I’éprouvette doit
étre soumise a l'essai Aa de la CEl 68-2-1, pendant une période de 2 h, & la
température de catégorie inférieure ou a la température prescrite dans la spécification
applicable;

NOTE — Lorsque cela est prescrit par la spécification applicable, le mesurdge pel étre_effectué sur
I"éprouvette alors que sa température est encore basse.

f) a ce stade de la procédure, un intervalle maximal de_72\h est iséspdhdant cet
intervalle, I'éprouvette doit étre maintenue dans des cgnditig i rmales de
laboratoire, a une température comprise entre 15 °

g) I'éprouvette doit étre ensuite soumise a I'essai™ 8 ppliquant
le degré de sévérité prescrit dans la spécjfication apgplicable; itionhement &

basse pression doit étre effectué a 15 °C( ou/a) 35 R "pe , indication

h) a ce stade de ia procédur ir Xi isé; pgndant cet
intervalle, I'éprouvette doit étrexmainten iti i rmales de

i) I'éprouvette doit étre ensuite i gai -2-30, pendant le
nombre de cycles$uivan

sla est prescrit par la spécification applicable, I'éprouvette doit étre retirée

tg/aprés le nombre de cycles spécifié; elle doit étre, ensuite, seqouée afin

d'éliminer les gouttelettes d’eau, et dans les 15 min qui suivent, elle doit étr¢ soumise
aux essails optiques et mécaniques;

k) il est alors nécessaire de laisser I'éprouvette récupérer pendant 1,5 h & 2 h dans
les conditions normales de reprise;

I) TI'éprouvette doit subir un examen visuel et doit étre soumise aux contréles opthues
et mécaniques prescrits dans la spécification applicable;

m) lorsqu’une reprise prolongée est prescrite dans la spécification applicable,
I'éprouvette doit rester dans des conditions atmosphériques normales aux fins de la
reprise, pendant une période supplémentaire de 24 h. Lorsque cette période est
écoulée, I'éprouvette doit subir un examen visuel et doit étre soumise i le mesurage de
la perte d’insertion telle que prescrit par la spécification applicable. Les éprouvettes
doivent satisfaire aux exigences de cette spécification.
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b) visually examine the specimen;

¢) aninterval not exceeding 72 h is permitted at this stage of the procedure; during the
interval, the specimen shall be kept under normal laboratory ambient conditions, 15 °C
to 35 °C;

d) any specimen with a climatic category -/-/4 or -/-/10 or -/-/21 or -/-/56 shall be
subjected to test Db, severity B, variant 1 of IEC 68-2-30 for one cycle of 24 h followed
by a recovery period of 1,5 hto 2 h;

e) immediately after the damp heat cycle of item d), the specimen shall be subjected
to test Aa of IEC 68-2-1 for a period of 2 h at the lower category temperature or the
temperature prescribed in the relevant specification;

NOTE |- Where prescribed in the relevant specification, measurements may be made o/ the s
at the lbw temperature.

f) arn interval not exceeding 72 h is permitted at this stage of the
intervial the specimen shall be kept under normal laboratory/a
to 35°C;

g) the specimen shall then be subjected to test M of | g
severfty described in the relevant specification; th ditidning sha
carried out at 15 °C to 35 °C for 1 h uniless otherwise prescribedN e relevant spdcifi-
cation;

h) an interval not exceeding 72 h i
intervial the specimen shall be k
betwgen 15 °C to 35 °C;

procedure; during the
atory ambient conditjons

i) The specimen shall then be subject of IEC 68-2-30 for the folloying
numbjer of cycles: Q(\

Bow the relevant specification, the specimen shall be removed from
the chamber atte e specified number of cycles, shaken so as to remove droplef{s of
water,-and within 15 min shall be subjected to the prescribed optical and mecharluical
tests;

k) the specimen shall be allowed to recover for 1,5 h to 2 h under standard conditions
for recovery;

I) the specimen shall be visually inspected and shall be optically and mechamcally
checked as prescribed in the relevant specification;

m) where extended recovery is prescribed in the relevant specification, the specimen
shall remain under standard atmospheric conditions for recovery for a further period of
24 h. At the end of this period, the specimen shall be visually inspected and shall be
subjected to the insertion loss measurement as prescribed by the relevant specification
and shall meet the requirements therein.
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Méthode 2

a) Cette méthode doit étre appliquée aux éprouvettes de la catégorie -/-/56, lorsque
cela est prescrit dans la spécification applicable;

b) I'éprouvette doit étre soumise aux exigences des alinéas a) a h) de la méthode 1;

c) I'éprouvette doit ensuite étre soumise a I'essai Db de la CEl 68-2-30, pendant un
cycle de 24 h suivi d’'une période de reprisede 1,5h a 2 h;

d) immédiatement aprés le cycle de chaleur humide de l'alinéa c) de la présente
méthode, I'éprouvette doit étre soumise & I'essai Aa de la CEl 68-2-1 pendant une
durée de 2 h, a la température de catégorie inférieure ou a la température prescrite

e) I'éprouvette doit étre soumise, encore trois fois, & la proc ‘ S alﬁ
du présent paragraphe, suivie de la procédure de I'alinéa €)du présent pa

lorsque la durée de cette série de cycles nécessite l'inter a procgdure, un
intervalle maximal de 72 h est autorisé dans la procéd de ce type
doit impérativement intervenir entre un cycle de froid (cle p r humide
suivant;
f) a spécifi-
‘enceinte,
les 15 min qyi suivent,
pptique et
tion parti-
phériques
h) lorsque cette période el et étre
soumise au m i rmédiaire
et/ou la spécif ces quiy
sont sps
Méthode 3
La
condition-

b), le) conditibnnement & basse pression prescrit dans l'alinéa g) de la méthode 1
relative a I'essai M, doit étre uniquement appliqué s’il est prescrit par la spgcification
applicable;

c) dans la seconde application du conditionnement cyclique de chaleur humide
prescrit dans l'alinéa i) de la méthode 1 relative a I'essai Db, sévérité B, variante 1 de
la CEIl 68-2-30, I'éprouvette ne doit étre soumise qu’'a un seul cycle.

Sévérité
La sévérité comporte la température/durée de chaleur séche, la température/durée de

chaleur humide et la pression/durée de la basse pression atmosphérique. Les procédures
initiales des méthodes 1, 2 et 3 présentent des sévérités préférentielles.
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Method 2
a) This method shall be applied to specimens of category -/-/56 when required in the
relevant specification; ‘
b) the specimen shall be subjected to the requirements ltems a) to h) of method 1;

c) the specimen shall then be subjected to test Db of IEC 68-2-30 for one cycle of 24 h
followed by the recovery period of 1,5 hto 2 h;

d) immediately after the damp heat cycle of item ¢) of this method, the specimen shall
be subjected to test Aa of IEC 68-2-1 for a period of 2 h at the lower category tempera-
ture or the temperature prescribed in the relevant specification;

€) thle specimen shall be subjected to the procedure of items €\ a this
subclguse for a further three times, followed by the procedure i this
subclguse; where the length of time take for this series of cycles i by to
interrypt the procedure, one interval not exceeding 72 h is pérmj i ure;

any quch interruption must occur between a cold cycle and the i heat
cycle

f) where prescribed in the relevant sectional and imen shall then be
remoyed from the chamber, shaken so as to rémaoy 5 ater, and wfithin

15 min shall be subjected to the prescribed, opti

g) thie specimen shall be visually In optically and mechanigalily
checKed as prescribed in the relevapts , the specimen shall regain
undel standard atmospheric conditighs f a further period of 24 h.

h) af the end of the period 3E6] gll’be visually inspected and shall be
subjerted to the ingettio r prescnbed by the relevant sectional

and/dr DS and fha”

Method B

Method B is the sa Q\as\me 1 except that:

o_requirement for visual inspection after the dry heat conditioning in

b) the low pressuré conditioning in item g) of method 1 for test M shall be applied [only
¢ prescribed by the relevant specification;

¢) inthe second application of cyclic damp heat conditioning in item i) of method 1 for
test Db, severity B, variant 1 of IEC 68- 2 30, the specimen shall be subjected to only
one cycle.

Severity

The severity consists of the combination of the dry heat temperature/duration, the damp
heat temperature/duration, the cold temperature/duration and the low air pressure/
duration.

Methods 1, 2 and 3 have preferred severities within the primary procedures.
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Détails a spécifier

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre spécifiés dans la spécification appli-
cable:

— la méthode;

— [Péprouvette optiquement active ou passive;
~ la procédure de préconditionnement;

— la procédure de reprise;

~ les mesurages initiaux et les exigences fonctionnelles;

les mesurages finaux et les exigences fonctionnelles;
— les écarts.

4.4.21 Condensation

Lg présente procédure est appliquée conformé ti de l'essai Z/AD de

la|CEl 68-2-38.

Objet

Le e d’essai composite, spécifiquement
prévue pour les éprouvettes, afi ; er trés rapidement la résisfance des
éprouvettes aux effets dégradants d iti de température/humidité éleyées et de
frqid.

Ceatte procédure St AS un atténuateur a fibres optiques, les défauts
dus & la «respiration» Pg absorption d’humidité. L'essai couvre leg effets du
ggl de I'ea € les\criquesvet les fissures ainsi que ceux de la condensation.

Cq
m

ion variera en fonction de la taille et de la mjasse ther-

L3
leffa

bside dans

pompage»

< d’une plage de températures cycliques plus importante;

- d'une variation plus rapide de la température;

- de lintégration d'un certain nombre de passages a des températures inférieures
ao-cc.

Ce type d’essai revét une importance particuliére pour les composants constitués d'un
grand nombre de matériaux différents, plus particulierement ceux qui comportent des
joints de verre.
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Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified in the relevant specification:

method;

— specimen optically functioning or non-functioning;
— pre-conditioning procedure;

— recovery procedure;

— initial measurements and performance requirements;

inal measurements and performance requirements;
— deviations.

4.4.21 | Condensation

This procedure is conducted in accordance with [EC 68

Purpose
The pur| P nded
for spe¢ : . e resistance of specimens t¢ the
deterior

It is intended to reves " as
opposed to absorpti bped
water in cracks i den-
sation will vary depe
This teg erity
from:

- a s

— algreater cyclic temperature range;

— a higher rate of change of temperature;
the inclusion of a number of excursions below 0 °C.

|

This type of test is particularly important for components comprising a variety of different
materials, especially those including glass joints.
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Description générale

L'éprouvette est placée dans une enceinte humide et soumise a 10 cycles de
température/humidité, chaque cycle ayant une durée de 24 h. Les éprouvettes doivent étre
soumises & un cycle de froid au cours de I'un des cing cycles compris parmi les neuf
premiers cycles, aprés exposition des éprouvettes au sous-cycle d’humidité.

Appareiliage

L'appareillage se compose d’enceintes climatiques adaptées conformes aux prescriptions
de I'essai approprié de la CEl 68-2-38.

NOTE — 1l est possible d’'appliquer cette procedure dans une ou deux enceintés séparées a tondition de
répondre aux exigences spécifiées dans la CE| 68-2-38.

Prpcédure

Appliquer la procédure conformément aux prescriptions de 68-2-38.

Séavérité

La et la durée d’dxposition,
ain

Le Y le cycle complet de|24 h, en
fo pérature/d’humidité, du cycle de froid,
du e final

Datails a spécifie

Les détail@/ y éant, étre spécifiés dans la spécification appli-
caple:

4.4.22 Variations de température

La présente procédure est appliquée conformément a I'essai Na ou Nb de la CEl 68-2-14.
Objet

Le but de cette procédure est de déterminer I'aptitude d’'une éprouvette a supporter les
effets d’'une variation de température ou d'une succession de variations de température.
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General description

The specimen is placed in a humidity chamber and subjected to 10 temperature/humidity
cycles, each of 24 h duration. During any five of the first nine cycles after exposure to the
humidity sub-cycle the specimens shall be subjected to cold.

Apparatus

The apparatus consists of suitable environmental chambers in accordance with the appro-
priate IEC 68-2-38 test.

NOTE[- This process may be performed in either one or two separate chambers provided the requirefnents
specified in |EC 68-2-38 are met.

Proceddyre

Conduci the procedure in accordance with IEC 68-2-38, test Z/A

Severity
era-
ture and

IEC tes ¢ in" i the temperature/humidity
cycle, th {

Details

wVIQAUTVUTTO.

4.4.22 Change of temperature

This procedure is conducted in accordance with IEC 68-2-14, test Na or Nb.
Purpose

The purpose of this procedure is to determine the suitability of a specimen to withstand
the effects of change of temperature or a succession of changes of temperature.
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L'essai Na permet de soumettre I'éprouvette a des températures extrémes, avec des
temps de transition trés brefs, c’est-a-dire de soumettre I’éprouvette a une série de chocs
thermiques.

L’essai Nb soumet I'éprouvette a une variation plus progressive de la température, ce qui
sollicite I'éprouvette sans provoquer de choc thermique.

Description générale

L’éprouvette est d’abord soumise & une température extréme, pendant un temps donné.
Elle est ensuite soumise a d’autres températures extrémes pendant une durée identique.

Lg différence entre les essais Na et Nb réside dans fa maniére (dont températures
vdrient ainsi que dans le temps de transition entre températures.

Appareillage

L'appareillage se compose d’enceintes climatiques
dq I'essai Na ou Nb de la CEl 68-2-14.

Procédure

Appliquer la procédure conformém 68-2-14.

Sévérité
L.g sévérité compregd p%e layhaute température, la durée, lg temps de
transition ou le taux i smpératlire et le nombre de cycles.

sont des sévérités facultatives polivant étre

Lgs sévéri
spécifiées

Basse température Durée
°C min
N 55 155 10 -25 10
70 175 5 -40 30
5 200 0 -55 60
100 250 -5 -65 120
125 315 -10 180
Transition Taux de variation Cycles
(essai Na) de température
min (essai Nb)
°C/min
Manuel 2-3 : 1 5 (essai Na)
Auto < 1/2 3 2 (essai Nb)
5
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Test Na subjects the specimen to extremes of temperature with a very short change-over
time — in essence, subjecting the specimen to a series of thermal shocks.

Test Nb subjects the specimen to a more gradual variation of temperature which stresses
but does not shock the specimen.

General description

The specimen is first subjected to one extreme of temperature for a given period of time.
It is then subjected to the other extreme of temperature for an equal period of time.

The différence between tests Na and Nb is in the manner and time of fhe ch nge
between|temperatures.

pver

Apparatls

The apparatus consists of suitable environmental chambers ji
test Na ¢r Nb.

Procedure
Conduct|the procedure in accordance
Severity

The seVerity consists of/th
duration| change-over time

The follgwing prefexce i for
this progedure:

igh temperat Low temperature Duration
G °C min
\}Q \/1%5 10 -25 10
70 175 5 -40 30
x 200 0 -55 60
1 250 -5 -65 120
12 315 -10 180
Change-over ‘ Temperature Cycles
(test Na) change rate
min (test Nb)
°C/min
Manual 2-3 1 5 (test Na)
Auto < 1/2 3 2 (test Nb)
5
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Détails a spécifier

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre

cable:

La
CE

Ot

Le
joi

— la haute température;

— la basse température;

— la durée des températures extrémes;

- les cycles;

— ['éprouvette optiquement active ou passive;

——taprocéduredepréconditionmement;

~ la procédure de reprise;

— les mesurages initiaux et les exigences fonctionnelles;
— les mesurages en cours d’essai et les exigences fop
— les mesurages finaux et les exigences fonctionnelles
— les écarts.

néité, ete.

appliguée dans les deux directions.

s la directiop prescrite dans la spécification applicable. Dans le type B, la pr

CEI:1994

spécifiés dans la spécification appli-

1.23  Etanchéité (atténuateurs étanche b barriére
d’étanchéité)

présente procédure est appliqué X : | Qa de la

1 68-2-17.

jet

teurs, des

a quantité

appliquée
ession est

Appareillage

L'appareillage se compose d'une enceinte d’essai conforme aux prescriptions de I'essai
Qa de la CEIl 68-2-17.

Procédure

Appliquer la procédure conformément aux prescriptions de I'essai Qa de la CEl 68-2-17.
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Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified in the relevant specification:

— high temperature;

— low temperature;

— duration extreme temperatures;

— cycles;

— specimen optically functioning or non-functioning;
- pr He:

— regcovery procedure;

ingtial measurements and performance requirements;
asurements during test and performance requirements;
fipal measurements and performance requirements;
viations.

4.4.23 |[Sealing (panel-seals and barrier-seals)

This propedure is conducted in accordange est Qa.

Purposé

The purpose of this p

mating face sealséar

he effectiveness of seals of attenuators,

General|description
The spefi i of a pressurized test chamber which is submerged in
a liquid. ‘ cted

per unit ftj

The pro beci-

Apparatus

The apparatus consists of a test chamber in accordance with IEC 68-2-17, test Qa.

Procedure

Conduct the procedure in accordance with IEC 68-2-17, test Qa.
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Sévérité

La sévérité comprend la pression d’air différentielle & travers les joints. La sévérité doit
étre indiquée dans la spécification applicable.

Les sévérités préférentielles suivantes sont des sévérités facuitatives pouvant étre
spécifiées pour cette procédure:

Pression
kPa

100-110
340-360

Dégtails a spécifier

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre s
cdble:

cification appli-

- le type d’essai;
— la direction d’application d
— la pression;

ai Qf de la

Le but de cette procédure est d’évaluer l'intégrité des joints lorsque I'éprouvette est immer-
gée dans l'eau.

Description générale

L’éprouvette est immergée dans un réservoir d'eau ou dans une enceinte d’eau sous
pression, conformément aux prescriptions de 'essai Qf de la CEl 68-2-17.
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Severity

The severity consists of the differential air pressure across the seals. The severity shall be
given in the relevant specification.

The following preferred severities are non-mandatory severities which may be specified for
this procedure:

Pressure
kPa

100-110
340-360

Details to be specified

The foligwing details, as applicable, shall be specified in the

— tgst type;

|
Q

rection of application of pressure differe

|
o

[essure;

I |
T »w

4.4.24

This proé

Purposg

The purpose of this procedure is to evaluate the integrity of seals when subjecting the
specimen to immersion under water.

General description

The specimen is immersed either in a water tank at a specified depth or in a pressure
water chamber to achieve the specified pressure head.
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